EK-7

Birlesmis Milletler Giivenlik Konseyi’nin 2231(2015) Sayih Karar1 uyarinca séz konusu
karara konu iilkeye ihraci ve transiti yasaklanan madde, malzeme, ekipman ile transferi

yasaklanan teknoloji

NUKLEER CIFT KULLANIM LiSTESI, EKIPMAN, MALZEME, YAZILIM VE
ILGILI TEKNOLOJI LiSTESI

Not: Bu Ekte Uluslararasi Birimler Sistemi (SI) kullanilmigtir. Her durumda SI
birimlerinde tanimlanan fiziksel miktar, 6nerilen resmi kontrol degeri olarak kabul
edilmelidir. Bununla birlikte, bazi takim tezgdhi parametreleri SI olmayan

geleneksel birimlerinde gosterilmigtir.

Bu Ek'te yaygin olarak kullanilan kisaltmalar (ve boyutlart belirten dnekleri) asagidaki:

gibidir:

KISALTMALAR

A- amper

Bq bekerel

Ci kiiri

cm santimetre

dB desibel

dBm 1 miliwat cinsinden desibel
cm2 santimetrekare
em3 santimetrekiip

0 derece

oC Santigrat derecesi
g gram

GBq gigabekerel

GHz Gigahertz

Go Yercekimi ivmesi (9,80665 m/s2)
GPa gigapascal

Gy gray

h saat

Hz Hertz

J Joule

K Kelvin

keV kilo elektron volt
kg kilogram

kHz kilohertz

kN kilonewton

kPa kilopascal

kV kilovolt

kW kilowatt

K Kelvin
| Litre
m metre

Elektrik akim

Uzunluk

Alan

Hacim

Ag1

Sicakhk

Kiitle

Aktivite (Radyoaktif)

ivme

Basing

Emilmis iyonlagtirici radyasyon
Zaman

Frekans

Eneriji, is, 151

Flektrik enerjisi

Kiitle

Frekans

Kuvvet

Basin¢

Elektrik potansiyeli
Gii¢

Termodinamik sicakhk
Hacim (S1vi)



mA
MeV
MHz

mm
MPa
mPa
MPE

m2
m3
mA
ml
mm
mPa

Miliamper

mega elektron volt Elektrik enerjisi
megahertz

mililitre

milimetre

megapascal Basing
milipascal

izin verilen en biiyiik hata Uzunluk élciisii
metre Uzunluk

metre kare Alan

metre kiip Hacim
miliamper Elektrik akim
mililitre Hacim
milimetre Uzunluk
milipascal Basing
megawatt Giig
Mikrofarad Elektrik sigasi
Mikrometre Uzunluk
mikrosaniye Zaman

Newton Giig

Nanofarad Elektrik sigast
Nanohenry Elektrik indiiktansi
Nanometre Uzunluk
Nanosaniye Zaman

ohm Elektrik direnci
pascal Basing
pikosaniye Zaman
ortalama karekék

dakikada devir sayis1 Agisal hiz
saniye Zaman

agisal saniye Aq1

tesla(s) Manyetik aki yogunlugu

Birlestirilmis Atomik Kiitle Birimi Atomik ya da molekiiler élcekle kiitle

GENEL NOT

Niikleer Tle flgili Cift Kullanimlt Techizat, Malzeme, Yazim ve ilgili Teknoloji
Listesine asagidaki paragraflar uygulanir.

. Listedeki herhangi bir 6enin agiklamasi, yeni veya ikinci el kogullarinda s6zkonusu

ogeyi icerir.

. Listedeki herhangi bir 6genin agiklamasi nitelik veya 6zellik igermiyorsa, o 6genin tiim

gesitlerini icerdigi kabul edilir. Kategori altyazilari yalnizca referans olarak verilmigtir
ve e tammlarinin yorumlanmasini etkilemez.

. Bu kontrollerin amaci, kontrol edilen bilesen ‘veya bilesenler 6genin ana unsuru

oldugunda ve baska amaglar i¢in kaldirilabilir veya kullamlabilir oldugunda, bir veya
daha fazla kontrol edilen bilegen igeren kontrol edilmemis herhangi bir 6genin (bitkiler
dahil) transferiyle etkisiz kinmamalidir.



Not: Kontrollii bilesenin veya bilegenlerin ana unsur olarak kabul edilip edilmeyecegine
karar verirken, htikiimetler miktar, deger ve teknolojik know-how faktorlerini ve kontrol
edilen bileseni veya bilesenleri ana unsur olarak olusturabilecek diger 6zel kosullari
dikkate almalidir.

. Bu kontrollerin amaci, bilesen parcalarin transferiyle etkisiz kihnmamasidir. Her

hiikiimet, bu amaca ulasmak i¢in elinden geleni yapacak ve tiim tedarikgiler tarafindan
kullamlabilecek bilesen pargalar igin uygulanabilir bir tanim aramaya devam edecektir.

TEKNOLOJi KONTROLU

“Teknoloji” transferi Rehber lkelere gore ve Ek'in her bolimiinde agiklandigi gibi
kontrol edilir. Ek'teki herhangi bir maddeyle dogrudan iligkili olan “teknoloji”, ulusal
mevzuatin izin verdigi dlgiide, maddenin kendisi kadar bilyiik 6lgiide inceleme ve
kontrole tabi olacaktir. Herhangi bir Ek §genin ihracat i¢in onaylanmasi, aym son
kullaniciya, dgenin kurulumu, isletimi, bakimi ve onarimi igin gereken minimum
“teknoloji”nin ihracatina da izin verir.

Not: “Teknoloji” transferine iligkin kontroller “kamusal alan” veya “temel bilimsel
aragtirmalar” i¢in gecerli degildir.

GENEL YAZILIM NOTU

“Yazilim” aktarimi, Rehber Ilkelere gore ve Ek'te agiklandigi gibi kontrol edilir.
Herhangi bir ek 63esinin ihracimin kabul edilmesiyle, sézkonusu 6genin kurulumu,
calistirllmasi, bakim ve tamir edilmesi icin gerekli olan ve kaynak kodunu
kapsamayan asgari “yazihmimn” da aym kullaniciya ihracina ya da transferine
izin verilir.

Not: Genel Yazihm Notu, daha once yasal olarak ihra¢ edilen oZelerin
kapasitesinin ve/veya performansmin baska bir sekilde giiclendirilememesi
sartiyla, kaynak kodunu igermeyen ve sadece bu 6gelerin kusurlarimn giderilmesi
(hata diizeltme) amacina matuf “yazihm” ihracina da izin verir.

Not: “Yazihim” aktarimlari tizerindeki kontroller asagidaki tiirden “yazilim” igin gegetli

degildir:

1.

2.

Genel olarak:

a) Perakende satis noktalarinda kisitlama olmaksizin stoktan satilan; ve

b) Tedarikgiden daha fazla destek almaksizin kullamci tarafindan kuralum igin
tasarlanmig olan

Veya

“Kamusal alanda”.

TANIMLAR



“Isabetlilik” --
Genellikle kabul edilen standart veya gergek degerden belirtilen degerin maksimum
veya pozitif sapmasi olarak tantmlanan yanhghk olarak 5lgiiliir.

“Agisal konum sapmasi”--
Agisal konum ile tablonun i§ pargasi montaji baslangig pozisyonundan ¢ikarildiktan
sonra gergek, ¢ok hassas bir gekilde dl¢iilen ag1sal konum arasindaki maksimum fark.

“Temel bilimsel aragtirma” --
Temel olarak fenomenlerin ve gozlemlenebilir gergeklerin temel ilkeleri hakkinda yeni
bir bilgi edinmek icin yapilan, esasen belirli bir pratik amag veya hedefe yonelik
olmayan deneysel veya teorik ¢alismalar.

“Kontur kontroli” --
Bir sonraki gerekli konumu ve o konuma gerekli besleme hizlarint belirten talimatlara
uygun olarak galigan iki veya daha fazla “sayisal kontrollii” hareket. Bu besleme hizlan,
arzu edilen bir konturun iiretilmesi igin birbirine gre degisir. (tadil edilmis sekliyle Ref.
ISO 2806-1980)

“Gelistirme” --
“liretimden” Gneeki tiim agamalarla ilgilidir, 5regin:

tasarim

tasarim aragtirmasi

tasarim analizi

tasarim kavramlari

prototiplerin montaji ve test edilmeleri
pilot tiretim semalar1

tasarim verisi

tasarim verilerinin bir iiriine doniigtiirilmesi siireci
konfigiirasyon tasarimi

entegrasyon tasarimi

planlar

“Lifli veya filamanli malzemeler” —
"Monofilamentler", "iplikler", "fitiller", "¢ekme" veya "bantlar" anlamma gelir.

ONEMLI NOT:

1. “Filament” veya “monofilament” --
genellikle birkag pm ¢apimda lifin en kiigiik artimidir.

3. “Fitil”
yaklagik olarak paralel “liflerden” olugan bir demettir (tipik olarak 12-
120).
4, “Strand” -~

yaklagik paralel olarak diizenlenmis bir “filament” demetidir (tipik olarak 200'iin tizerinde).
5. “Bant” —



genellikle regine ile dnceden emprenye edilmis, gegmeli veya tek yonlii
“filamanlar”, “iplikler”, “fitiller”, “gekme” veya “iplikler” vb.
6. “Cekme” —
genellikle yaklasik olarak paralel olan bir “filament” demetidir.
7. “Iplik” -
biikiilmiis bir “iplik¢ik™ demetidir.

“Filament” -
“Lifli veya filamanli malzemeler” e bakiniz.

“Kamusal alanda” -
“Kamusal alanda”, burada uygulandigi sekliyle, daha fazla yayilmas: iizerine
herhangi bir kisitlama olmaksizin kullanima sunulan "teknoloji" veya "yazilim"
anlamina gelir. (Telif hakki kisitlamalart, “teknoloji” veya “yazilim”in “kamusal
alanda” olmasini engellemez.)

“Dogrusallik” -
(Genellikle nonlineerlik agisindan 5lgiiliir), maksimum sapmalari esitleyecek ve
en aza indirgeyecek sekilde konumlandirilmis diiz bir gizgiden, gergek ya da
negatif, gercek Slgegin (list ve alt Slgek okumalarmin ortalamast) maksimum
sapmasidur.

“QOlgiim belirsizligi” -
Ciktt degeri gevresinde hangi aralikta dlgiilebilir degiskenin dogru degerini
belirten karakteristik parametre% 95 giiven diizeyindedir. Diizeltilmemis
sistematik sapmalari, diizeltilmemis geri tepmeyi ve rastgele sapmalart igerir.

“Mikroprogram” -
Ozel bir depolamada tutulan bir dizi temel talimat, yiriitiilmesi referans
talimatinin bir talimat kaydina sokulmasiyla baglatilir.

“Monofilament” -
“Lifli veya filamanl malzemeler” e bakiniz.

"Sayisal kontrol" -
Genellikle islem devam ederken tanitilan sayisal verileri kullanan bir aygit
tarafindan gergeklestirilen bir iglemin otomatik denetimi. (Ref. ISO 2382)
"Konumlandirma isabetliligi" --
“sayisal olarak kontrol edilen” takim tezgahlarinm, asagidaki gereksinimlerle
baglantili olarak Madde 1.B.2'ye uygun olarak belirlenmesi ve sunulmasi
gerekir:

(a) Test kosullar1 (ISO 230/2 (1988), paragraf 3):

0)) Olgiimlerden once ve sirasinda 12 saat boyunca, takim tezgdhi ve
dogruluk dlgiim teghizati ayn1 ortam sicaklifinda tutulacaktir. On 6lgtim siiresi
boyunca, makinenin kizaklari, dogruluk Slgiimleri sirasinda dongii yapacaklari
sekilde siirekli olarak ayni sekilde cevrilecektir;



) Makine, makine ile birlikte ihrag edilecek herhangi bir mekanik,

elektronik veya yazihm telafisi ile donatiimalidir;

3) Olgiimler igin 5lgiim ekipmaninin isabetliligi, beklenen takim tezgaht

hassasiyetinden en az dort kat daha isabetli olmalidir;

4 Siirgiilii tahrikler i¢in gii¢ kaynag1 asagidaki gibi olacaktir:
(i) Hat voltaji degisimi nominal voltajmn + % 10'undan fazla olmamalidr;
(i) Frekans degisimi normal frekansin + 2 Hz degerinden fazla olamaz;
(iii) Cikislara veya kesintili hizmete izin verilmez.

(b) Test Programi (paragraf 4):

(1)  Olgiim swasmnda ilerleme hiz: (kizaklarin hizi) hizli travers orani
olmalidir;
NOT: Optik kalitede yiizeyler iireten takim tezgahlarinda ilerleme iz
dakikada 50 mm'ye esit veya daha az olmalidir;
(2)  Olgiimler, hedef konuma her hareket igin baglangic pozisyonuna
donmeden ~ eksen hareketinin bir simirindan digerine kademeli olarak
yapilacaktir;
(3) Olgiilmeyen eksenler, bir eksenin testi sirasinda hareketin ortasinda tutulur.
(¢) Test sonuglarmin sunumu (paragraf 2):
Olgiimlerin sonuglari sunlar1 icermelidir:
(1) “konumlandirma isabetliligi” (A) ve

(2) Ortalama ters hata (B).
“Uretim” —
agagidaki gibi tiim iiretim asamalarini ifade eder:

*  ingaat
¢ lretim miihendisligi
*  imalat
*  entegrasyon
*  montaj
*  denetim

*  testyapma
»  kalite giivencesi

“Program” -
Bir clektronik bilgisayar tarafindan gahstirilabilir bir formdaki bir islemi
gergeklestirmek ya da doniistiirmek igin bir talimat dizisi.

"Coziniirlik" --
Bir 6lgiim cihazmnin en az artigs; dijital cihazlarda en az nemli olan bit.
(Ref. ANSI B-89.1.12)

“Fitil” -
“Lifli veya filamanli malzemeler” e bakiniz.

“Yazilim” -
Herhangi bir somut ifade ortamina sabitlenmis bir veya daha fazla “programin”
veya “mikroprogram™m bir koleksiyonu.

"Iplik” .



“Lifli veya filamanli malzemeler” e bakiniz.

“Bant” -
“Lifli veya filamanli malzemeler” e bakiniz.

"Teknik yardim" --
“Teknik yardim” su sekillerde olabilir: ogretim, beceriler, efitim, calisma
bilgisi, danigmanlik hizmetleri.
Not: “Teknik yardim”, “teknik verilerin” aktariimasin igerebilir.

"Teknik veri" --
“Teknik veriler”, diger ortamlara veya disk, teyp, salt okunur bellekler gibi
aygitlara yazilan veya kaydedilen taslaklar, planlar, diyagramlar, modeller,
formiiller, mithendislik tasarimlari ve teknik dzellikleri, el kitaplar ve talimatlar
gibi gekillerde olabilir.

“Teknoloji” -
Listede yer alan herhangi bir 8genin “geligtirilmesi”, “tiretimi” veya “kullanm”
icin gereken 6zel bilgiler anlamma gelir. Bu bilgiler “teknik veriler” veya
“teknik yardim” geklinde olabilir.

“Cekme” -
“Lifli veya filamanli malzemeler” e bakiniz.

“Kullanim” -
Calistirma, kurulum (yerinde kurulum dahil), bakim (kontrol), onarim, revizyon
ve yenileme.

czip]ikas .
“Lifli veya filamanli malzemeler” e bakiniz.



1

ENDUSTRIYEL TECHIZAT

LA

TECHIZAT, DUZENEKLER VE BILESENLER

LAl Asagidaki Ozelliklerin hepsine birden sahip yiksek yogunluklu
(kursunlu cam veya diger) “radyasyondan korunma pencereleri” ile bunlar icin
Ozel olarak tasarimlanmig cergeveler:

a.  “soguk alan™1 0,09 m2’den daha biiyiik,
b.  yogunlugu 3 g/cm3’den daha fazla, ve
¢.  kalmhg 100 mm veya daha fazla.

Teknik not: 1A.la'da bahsedilen “soguk alan” ierimi, tasarm
uygulamalarinda en diisiik diizeydeki radyasyona maruz kalan pencere goriis
alamdur.

1.A.2. Fonksiyonlarini kaybetmeksizin 5x104 Gy (silikon) ve daha yiiksek
radyasyon dozuna dayanabilecek gekilde 6zel olarak tasarimlanmis veya bu
sekilde simflandirilmi radyasyonla sertlestirilmis TV kameralari veya bunlar
icin lensler

Teknik not: Gy (silikon) terimi, koruyucu zirhlama yapimadan iyonlastirct
radyasyona maruz bwakilan silikon drneginin sogurdugu Jullkg cinsinden
enerjiyi tammliar.

1.A.3. Asagidaki gibi “robotlar”, “manipiilatér uglari” ve kontrol iiniteleri;

a.  Asafidaki ozelliklerin herhangi birine sahip “robotlar” veya
“manipiilator uglare”:

1. Yiiksek patlayicilar: tutma tagima islerinde kullanilmak iizere ulusal
givenlik standartlarma (6rn. yiiksek patlayictlar igin elektriksel kod
smiflandirmasina) uyacak sekilde &zel olarak tasarimlanmus olanlar veya
2. Fonksiyonlarini kaybetmeksizin 5x104 Gy (silikon) ve daha yiiksek
toplam radyasyon dozuna dayanacak sekilde 6zel olarak tasarrmlanmig
veya bu sekilde siniflandirilmis olanlar.

Teknik not:Gy (silikon) terimi, koruyucu zwrhlama yapimadan iyonlastic:
radyasyona maruz birakilan silikon orneginin sogurdugu Jul/kg cinsinden
enerjiyi tammlar.

b. 1.LA3.a maddesinde tanimlanan “robotlar” veya

“manipiilatoruglar’”ndanherhangi biri icin 6zel olarak tasarimlanmig Kontrol
tiniteleri.

Not: 1.A.3. maddesi, niikleer di1 endiistriyel uygulamalar (otomobil boyamada
kullanilanlar vb.) igin 6zel olarak tasarimlanmis “robot”lart kapsamaz.

Teknik not: 1. “Robotlar”



1.4.3. maddesinde gegen “ vobot” terimi, siivekli bir hat boyunca veya noktadan
noktaya tiriinden olabilen, algilayict kullanabilen ve asagidaki ozelliklerin
hepsine birden sahip olan bir manipiilasyon mekanizmasidir.

(a) Cok fonksiyonlu,

(b) Malzeme, parga, alet veya ézel cihazlary ii¢ boyutlu uzayda degisken
hareketlerle konumlandirabilen veya yonlendirebilen,

(¢) Uc veya daha fazla kapali veya agik dongiilii, step motorlart da
icerebilen servo-aygitlara sahip olan,

(d) Mekanik midahale olmaksizin,  egit/uygula metodu veya
programlanabilir mantiksal kontrol da dahil elektronik bilgisayar
aracthgyla “kullamict tarafindan programlanabiliv olma” Ozelligine
sahip olan.

Onemli Not.1: Yukarida adi gecen “algilayicilar”, ¢iktisi bir kontrol birimi
farafindan  kullamilabilen sinyallere doniistiviildiikten sonra “program”
iiretebilen veya programlanmis komutlar veya sayisal “program” verilerini
degistirebilen, fiziksel bir olguyu saptayan cihazlardw. Bunlar makine goriisli,
dokunma duyarly, kizlétesi veya akustik goriintii alma ozelligi olanlar ile
pozisyon dlgen veya optik ya da akustik yontemle uzaklik Glgen veya kuvvet veya
tork dlgebilen “algilayicilart” icermektedir.

Onemli Not.2: Yukarida gegen “kullamci farafindan programlanabilir olma”
deyimi,

(a) Kablolarda veya baglantilarinda fiziksel bir degisiklik veya,

(b) Parametre girigi de ddhil olmak iizere fonksiyon kontrollerini
ayarlamak

disinda, kullamicimin program eklemesine, modifiye etmesine veya
degistirmesine imkdn saglayan anlamina gelmektedir.

Onemli Not.3: Yukaridaki tavum asagidaki cihazlary igermez:

(a) Sadece elle veya teleoperatirle kontrol edilebilen manipiilasyon
mekanizmalari,

(b) Mekanik olarak sabitlenmig programli hareketlere gore calisan
hareket kabiliveti sl ve sabit manipiilasyon mekanizmalart. Bu
“program” mekanik olarak pin ve kam gibi sabit durdurucularla
swrlandiidmistr. Hareketler serisi ve yol veya agilarin secimi degisken
ya da mekanik, elektrik veya elektronik yontemlerle degistirilebilme
ozelligine sahip degildir.

(c) Mekanik olarak sabitlenmis programl hareketlere gire ¢aligan ve
mekanik  olarak kontrol edilebilen hareket kabiliyeti degisken



maniptilasyon mekanizmalar:. Bu “program” mekanik olarak pin ve kam
gibi sabit ama ayarlanabiliv  dwrdurucularla  siwrlandirimisnr.,
Hareketler serisi ve yol veya agilarin segimi belirli bir program sablonu
icinde degiskendir. Bir veya daha fazla hareketli eksende program
sablonunun degistirilmesi (Grmnegin pinlerin degismesi veya kamlarin
karsilikly degisimi) sadece mekanik islemlerle yapilir.

(d) Mekanik olarak sabitlenmis programli hareketlere gore calisan
servo-olmayan kontrollii ve hareket kabiliveti degisken manipiilasyon
mekanizmalar.. Bu “program” degisken olmasina karsin siire¢ sadece
mekanik olarak sabitlenmis elektrikli ikili aygutlar veya ayarlanabilir
durduruculardan ikili sinyal gelmesi ile devam edebilir.

(e) Dikey depolama birimlerinin timlesik bir par¢as: olarak imal edilmis
ve depolama veya geri alma igin birimlerin icerigine ulasacak sekilde
tasarumlanmis  kartezyen koordinatl manipilator sistemler olarak
tammlanan istifleyici vingler.

2. “Manipiilator uglar™

1.A4.3. maddesinde gegen “manipiilator uclart”  tutucular, “aktif” isleme
initeleri” ve “robot”un manipiilator kolunun sonundaki ana tablaya
tutturulmus diger aletleri kapsar.

Onemli Not: Burada gegen “aktif isleme iiniteleri”, is par¢aswun algilanmasini,
hareket ettirilmesini veya islem enerjisi verilmesini saglayan cihazlardr.

1.A.4. Radyokimyasal ayirma islemlerinde veya sicak hiicrelerde uzaktan
hareket saflamak amaciyla kullamlabilen ve asagidaki 6zelliklerden herhangi
birine sahip uzaktan kumandali manipiilatsrler:

a. Duvar iginden galigabilenler arasindan 0,6 m veya daha fazla
kalinliktaki sicak hiicre duvarma girebilme kabiliyeti olanlar veya

b. Duvar lizerinden galisabilenler arasindan 0,6 m veya daha fazla
kalinliktaki sicak hiicre duvari iizerinden kopriileme yapabilme kabiliyeti
olanlar.

Teknik not: Uzaktan kumandali manipiilatorler, insan-operator hareketlerini
uzaktan operasyon koluna ve terminal fikstiiriine dowiistiirmeyi saglarlar.

1.B. TEST VE URETIM TECHIZATI

1.B.1. Akis bigimlendirme makineleri, akis bigimlendirme ozelligine sahip

doniis bigimlendirme makineleri ve mandreller
a. Asagida belirtilen 6zelliklerin hepsine birden sahip olan makineler:
1. Ug: veya daha fazla merdanesi olanlar (aktif veya kilavuz olarak) ve
2. Imalatginin teknik sartnamesine gore, “sayisal kontrol” iiniteleri veya
bilgisayar kontrolii eklenebilenler
b. 75-400 mm arasinda i¢ ¢apa sahip silindirik rotor yapmak ig¢in
tasarimlanmus, rotor gekillendirici mandreller.



Not: 1.B.l.a maddesi, sadece bir merdanesi metal deformasyonu igin
tasarimlanmig ve mandreli destekleyici fakat deformasyon islemine dogrudan
katilmayan iki yardime1 merdanesi olan makineleri igerir.
1.B.2. Metal, seramik veya kompozit malzemeleri kesme ve talash islemede
kullanilan, imalatginin teknik sartnamesine gore, iki ya da daha fazla eksende
eszamanlt kontur kontrolii yapan elektronik cihazlar eklenebilen asagidaki gibi
makine tezgahlari ve bunlarin herhangi bir birlesimi:
Onemli Not: Tlgili yazilim tarafindan kontrol edilen “sayisal kontrol” iiniteleri
i¢in 1.D.3. maddesine bakiniz.
a. 35 mm’den daha biiyiik ¢aplar isleyebilme 6zelligine sahip olan, her
tirli  diizeltme dahil herhangi bir dogrusal eksende (genel
konumlandirma) “konumlanduma duyarlilig’” ISO 230/2 (1988)
uyarinca 6 mm’den daha az olanmakine tezgahlari.

Not: 1.B.2.a. maddesi, maksimum g¢ubuk ¢ap1 42 mm veya daha az olmak ve
ayna baglanabilme 6zelligi olmamak kosuluyla sadece ¢ubuk besleyerek iglem
yapan bar makinelerini (Swissturn) kontrol etmez. Makineler ¢ap1 42 mm’den
az olan is pargalan i¢in delme ve/veya frezeleme kapasitesine sahip olabilirler.
b. Asagidaki 6zelliklerden herhangi birine sahip freze tezgahlari:
1. Her tiirli diizeltme dahil herhangi bir dogrusal eksende (genel
konumlandirma) “konumlandirma isabetliligi” [SO 230/2 (1988)
uyarinca 6um’den daha az olan,

2. Iki ya da daha fazla konturlama dénme eksenine sahip olan veya

3. Kontur kontrolii yapmak i¢gin eszamanh koordine edilebilen 5 veya
daha fazla ekseni olan.

Not: 1.B.2.b. maddesi asagidaki dzelliklerin ikisine birden sahip olan freze
tezgihlarini kapsamaz.

1. X ekseni boyunca 2 m’den fazla hareket edebilenler ve

2. X ekseni iizerinde genel “konumlandirma disabetliligi” ISO 230/2
(1988) uyarinca 30pm’den daha fazla olanlar.

¢ Asagidaki 6zelliklerden herhangi birine sahip taglama tezgahlar1:

1. Her tiirlii diizeltme dahil herhangi bir dogrusal eksende (genel
konumlandirma) “konumlandirma isabetliligi” ISO 230/2 (1988)
uyarinca 4 pm’den daha az olanlar,

2. ikiya da daha fazla konturlama dénme eksenine sahip olanlar veya

3. Kontur kontrolii yapmak igin eszamanh koordine edilebilen 5 veya
daha fazla ekseni olanlar.

Not: 1.B.2.c. maddesi asagidaki taglama tezgahlarini kontrol etmez.



1. Asagidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip olan silindirik dss, i¢, i¢ dis
taglama makineleri:

a. Uzunlufu veya dis c¢api maksimum 150 mm olan pargalar
isleyebilmekle sinirlandirilmis olanlar ve

b. Eksenleri x, z ve ¢ ile sinirlandirilmis olanlar.

2. Genel konumlandirma dogrulugu/isabetliligi 4 pm’den daha az olan
ve z ekseni veya w ekseni olmayan jig taslama makinalan.
Konumlandirma isabetliligi ISO 230/2 (1988)’e goredir.

d. Tel olmayan tipte Elektriksel Bosaltma Makineleri (EDM,
ElectricalDischarge Machine)

Not: 1. Belirtilen “konumlandirma isabetliligi” seviyeleri ISO 230/2 (1988)’e
veya her bir tezgahi test etmek yerine varsa her bir tezgah modeli i¢in kullanilan
ulusal esdeger standarda gore yapilan 6lgiimlere dayanarak asagidaki
prosediirler uyarinca tiiretilir.

Belirtilen “konumlandirma isabetliligi” seviyelerini hesaplamak igin:
a. Incelenmek iizere bir modelden 5 tane makine segilir.
b. Makinelerin dogrusal eksen kesinligi [SO 230/2 (1988)e gore olgilliir.
¢. Her makinenin her ekseni i¢in kesinlik degerleri (A) hesaplanir.
Hesaplama metodu ISO 230/2 (1988) standardinda verilmektedir.
d. Her eksen icin ortalama kesinlik degeri belitlenir. Bu ortalama deger
modelin her bir ekseni igin (Ax, Ay, ...) “konumlandirma isabetliligi”
olacaktir.
e. 1.B.2. maddesi her bir dogrusal eksene kargilik geldigi i¢in, ne kadar
dorusal eksen varsa o kadar “konumlandirma isabetliligi® degeri
olacaktir.
f 1.B.2.a, 1.B.2.b. veya 1.B.2.c. maddelerinin kapsamadigi makine
tezgahlarimin herhangi bir ekseni, ISO 230/2 (1988)’¢ uyarinca, frezeler
igin 6mm veya daha az veya torna tezgahlar1 igin 8mm veya daha az
belirtilmis “konumlandirma isabetligine” sahipse, iiretici her 18 ayda bir
isabetlilik seviyesini yeniden beyan etmek zorundadir.

Not 2. 1.B.2. maddesi asagidaki pargalari iglemekle simirlandirilmis 6zel amagl
makine takimlarini kapsamaz:

Disliler,

Krank milleri veya kam milleri,
Aletler veya kesiciler,

Cekme burgulari.

aoc op

Teknik not:



1. Eksenler Uluslararasi Standard ISO 841 uyarinca, “Sayisal Kontrol
Makineleri- Eksen ve Hareket Terminolojisi’ne gire adlandwilacaktir.
2. Ikincil paralel konturlama eksenleri toplam konturlama eksenleri
arasinda sayimazlar. (Grn. yatay delik islemede w ekseni veya merkez
ekseni ana dénme eksenine paralel olan ikincil donme ekseni)
3. Donme eksenlerinin 360 derece donme zorunlulugu yoktur. Dénme
ekseni bir dogrusal cihaz tarafindan isletilebilir. (Grn. vida veya krameyer
disli)
4. 1.B.2. icin, “kontur kontrolii” igin eszamanii koordine edilebilen eksen
sayisi, isleme sirasinda parga ile alet arasinda bir eksen boyunca veya
etrafinda  gergeklesen  eszamanli  ve  baglantili  hareketlerin
gerceklestirilebildigi eksen sayisidir. Bu eksenler, makinenin ¢aligmast
esnasinda, makinede diger bir eksen boyunca veya etrafinda bagil
hareketlerin gerceklestirildigi eksenleri icermez. Ornegin,

a.  Taslama tezgahlarinun bileme sistemleri,

b.  Ayriayriis pargalarimn yerlestirilmesi igin tasarimlanmis paralel

donme eksenleri,

c. Aym is parcasuun farkly uclarimdan aynaya baglanmasim

saglamak igin tasarimlanmg ortak dogrultulu donme eksenleri.
5. Torna, freze veya taglama dzelliklerinden en az ikisine sahip olan is
tezgdhlarinda (6rnegin freze dzelligine sahip torna makinesi), her dzellik
kendi tirime gore, 1B2a 1B2b. ve I1B2c wuyarmca
degerlendirilmelidir.
6. 1.B.2.b.3 ve 1.B.2.c.3 maddeleri, hichiri donme ekseni olmayan 5 veya
daha fazla eksenli paralel dogrusal kinematik tasarima dayall
(6rn. hexapod ) makineleri kapsar.

1.B.3. Asagidaki boyut kontrol makineleri, aletleri veya sistemleri:

a. Asagidaki ozelliklerin  her ikisine birden sahip bilgisayar veya
sayisal kontrollii koordinat olgiim makineleri
(CoordinateMeasuringMachines-CMM)

1. Sadece iki eksenli olan veISO 10360-2(2009) standardina gére test edilmis
olan, ii¢ boyutlu (volumetrik) maksimum kabul edilebilir uzunluk Sl¢iim
hatasi, makinenin isletim arali1 igindeki herhangi bir noktada EOx MPE, EQy
MPE veya E0z MPE nin herhangi bir kombinasyonu olarak tanimlanmus,
(1,7+L/800) pm’ye egit veya daha az (daha iyi) olan koordinat 8ig¢iim
makinalari (L, mm cinsinden 6l¢iilmiis uzunluktur) veya

2. Ug veya daha fazla ekseni bulunan,ISO 10360-2(2009) standardina gore test
edilmis olan ve {i¢ boyutlu (volumetrik) maksimum uzunluk dl¢iim hatast,
makinenin isletim aralif igindeki herhangi bir noktada (E0, MPE (1.7 +
L/800) um’ye esit veya daha az olan.

Teknik Not: Uretici tarafindan 1SO 10360-2 (2009) uyarinca belirtilen
CMMnin en dogru konfigiirasyonunun E0, MPE'si (6rn. Asagidakilerin en iyisi:



prob, prob ucu uzunlugu, hareket parametreleri, ortam) ve tim mevcut
denklestirmeler 1.7 + L/ 800 um egigi ile karsilagtrimalidir.
b. Asagida yer alan “dogrusal yer degistirme” 6lgiim aletleri:
1. 0,2 mm’ye kadar olan 6lgme araliginda “¢dziiniirligii” 0,2 pm’ye esit veya
daha az temassiz 6lgme sistemleri,
2. Asafidaki oOzelliklerin her ikisine birden sahip olan dogrusal degisken
diferansiyel déniistiiriicti (LVDT) sistemler:
a. 1. 5 mm’den daha fazla olan 6lgme araligindaki LVDTler igin, 0°dan
tam Slgme araligakadar “dogrusalligr’” % 0,1’ esit veya daha az olan;
veya
2.5 mm’ye kadar olan 6l¢me aralifindaki LVDTler igin, 0°dan 5 mm’ye
kadar olan 6lgme araliginda “dogrusalligi” % 0,1’e esit veya daha az olan;
b. & 1 K’lik standart test oda sicakliginda sapmast giinde % 0,1 esit veya
daha iyi (daha az) olan.
3. Asagidaki dzelliklerin her ikisine birden sahip olan lgme sistemleri:
a. Lazer iceren ve
b. Standart sicaklik ve standart basingta, + 1 K sicaklik araligs iginde, en
az 12 saat ¢aligma siiresince
1. Tam 6lgekte 0,1 pm veya daha iyi “goziiniirliigi® ve
2. (0,2+L/2000) pm’ye esit veya daha az “Slgme belirsizligi”ni
koruyan (L, mm cinsinden 6l¢iilmiis uzunluktur);
Not: 1.B.3.b.3. maddesi, makine takimlar1, boyut kontrol makineleri ve benzeri
ekipmanlardaki kayma hareketinden dogan hatalar1 Slgen lazer kullanan ve
kapali veya agik dongii geri beslemesi olmayan interferometre olgtim
sistemlerini kapsamaz.
Teknik _Not: 1.B.3.b. maddesinde gegen “dogrusal yer degistirme” terimi,
olgiim probu ile Glgiilen nesne arasindaki mesafe degisimini tammlar.
¢. “Agisal pozisyon sapmasi” 0,00025°ye esit veya daha iyi (daha az) olan
agisalyer degistirme 6lgiim aletleri;
Not: 1.B.3.c. maddesi, bir aynanin agisal hareketini saptayan dogrusallastiriimis
(lazer 15181 gibi) 151k kullanan oto-kolimatorler tiiriinden optik aletleri kapsamaz.
d. Asagidaki 6zelliklerden her ikisine birden sahip olan, yar1 kabuklarin
eszamanl dogrusal agisal tespitini yapan sistemler;
1. Herhangi bir dogrusal eksen boyunca “8lgme belirsizligi” her 5 mm igin
3.5 pm’ye esit veya daha az olan ve
2. “Agisal pozisyon sapmasi” 0,02°’ye esit veya daha az olan.
Notlar: 1. 1.B.3. maddesi, 6lgme makinesi fonksiyonu igin tanimlanmig
kriterlere uyan veya bu kriteri agmak kosuluyla, dlgme makinesi olarak
kullanilan 1.B.2. ile belirtilenler haricinde makine takimlarini igermektedir.
2. 1.B.3. maddesinde tamimlanan makineler, isletme aralii icerisinde
herhangi bir konumda tanimlanan smir degeri agiyorlarsa kontrole
tabidirler.
Teknik not: Bu maddedeki biitiin slcim degerlerinin parametreleri toplam
band: degil, arti/eksi aralig temsileder.




1.B.4. Atmosfer kontrollii (vakum veya soygaz) endiiksiyon firinlari ve
bunlarm gii¢ kaynaklar:
a. Asagidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip firmlar:
1. 1.123 K (850 °C)’den daha yiiksek sicakliklarda ¢alisabilen,
2. Endiksiyon bobini 600 mm veya daha kiigiik ¢apa sahip olan ve
3. 5kW veya daha yiiksek gii¢ girisi igin tasarimlanmis olan.
Not; 1.B.4.a. maddesi yari iletken plakalari islemek icin tasarimlanmus fitinlars
kapsamaz. ,
b. 1.B.4.2 maddesinde tanimlanan ocaklar igin 6zel olarak tasarimlanmis,
5kW veya daha yiiksek gii¢ ¢ikigt veren gii¢ kaynaklari.
1.B.5. “izostatik/Esbasi¢lipresler” ve bunlarla ilgili ekipmanlar:
a. Asapidaki ozelliklerin her ikisine birden sahip olan “esbasingli presler”;
1. 69 MPa veya daha yiiksek maksimum ¢aligma basincina
ulagabilenler ve
2. I¢ ¢apt 152 mm’yi gegen bosluga sahip olanlar.
b. 1.B.5.a. maddesinde  belirtilen “egbasinglt presler” igin o6zel olarak
tasarimlanmig dokme kaliplar, magalar ve kontroller
Teknik notlar:

1. 1.B.5. maddesinde gegen “esbasinglipresler”, kapali bir bosluktaki bir
malzeme dizerinde biitiin yonlerden esit basing uygulayabilmek amaciyla
cesitli ortamlar (gaz, sy, katr par¢aciklar, vb.) yardimiyla kapal bir
boslukia basing saglayabilen ekipmanlardir.

2. 1.B.5. maddesinde gecen bogluk boyutu, ¢alisma sicakhig: ve ¢alisma
basincina ulasilan ve aksesuar par¢alart icermeyen boslugun boyutudur.
Bu boyut, iki bosluktan hangisinin digerinin i¢inde olduguna bagh olarak,
basing odasimn i¢ ¢apr veya yalitilmis firm odasiin i¢ ¢apindan Kiiiik
olandr.

1.B.6. Titresim test sistemleri, techizative bilesenleri:
a. Asagidaki ozelliklerin hepsine birden sahip olan elektrodinamik titregim test
sistemleri:
1. Geribesleme veya kapali dongii kontrol teknikleri kullanan ve dijital
kontrol Ginitesi de igeren,
2. 20 Hz ve 2000 Hz araliginda 10 g RMS veya daha yiiksek titregim
kabiliyeti olan ve
3. “Bos tabla” ile dlgiildiigiinde 50 kN veya daha biiyik kuvvet
yaratabilen.
b. 1.B.6.a. maddesinde belirtilen sistemler igin 6zel olarak tasarimlanmus,
titresim testi igin 6zel olarak hazirlanmig yazilum ile birlesik, gergek zaman bant
genisligi 5 kHz’den daha bilyiik olan dijital kontrol {initeleri,



c. 1.B.6.a. maddesinde belirtilen sistemler i¢in kullanilabilen, yiikselticili veya
yiikselticisiz ve “bos tabla” ile Slgiildigiinde 50 kN veya daha bilyiik kuvvetler
olugturabilen titrestirme {initeleri;
d. 1.B.6.a. maddesinde belirtilen sistemler igin kullanilabilen, birden ¢ok
titresim Unitesini, “bos tabla” ile 6lgiildiigiinde yaratabildigi etkin birlesik kuvvet
50 kN veya daha fazlasina ulagabilen tek bir titregim sisteminde birlestirmek igin
tasarimlanan test parcasi destek yapilari ve elektronik iiniteler.
Teknik not: 1.B.6. maddesinde gegen “bos tabla”, sabitleyici veya tutucular:
bulunmayan diiz tabla veya yiizeylerdir.
1.B.7. Vakum veya atmosfer kontrollii diger metaliirjik ergitme ve dokiim
firmlari ile bunlara iligkin ekipmanlar:
a. Asapidaki 6zelliklerin her ikisine birden sahip olan ark yeniden ergitme, ark
eritme ve dokiim firinlari;
1. Kullanlabilir elektrot kapasiteleri 1.000 cm? ve 20.000 cm? arasmda
olan ve
2. 1.973 K (1.700°Cy’nin iizerindeki erime sicaklhiklarinda
caligabilenler;
b. Asagidaki ozelliklerin her ikisine birden sahip olan elektron demeti ergitme
firmlari ile plazma atomizasyon firinlari ve plazma ergitme firmlar;
1. Giicii 50 kW veya daha fazla olan ve
2. 1.473 K (1.200°Cy’nin iizerindeki ergime sicakliklarinda
caligabilenler;
¢. 1.B.7.a. veya 1.B.7.b. maddelerinde tanimlanan firmlar icin 6zel olarak
hazirlanmug bilgisayar kontrol ve izleme sistemleri

d. Asagidaki ozelliklerin her ikisine birden sahip olan 1.B.7.b maddesinde
tammlanmis firmlar icin ézel olarak tasarlanan plazma torglar::

1. S50kW'dan daha fazla bir giicte cahsan; ve

2. 1473 K (1200 °C)'nin iizerinde ¢ahigabilenler;

e. 1L.B.7.b maddesinde tammlanan 50kW'm iizerinde bir giicte calisan
firmlar icin 6zel olarak tasarlanan elektron demeti tabancalar..”

1.C. MALZEMELER
Yok.

1.D. YAZILIMLAR
LD.1.1.A3, 1B.1, 1.B3, LB, 1.B.6.a, 1.B.6b, 1.B.6.d. veya 1.B.7.
maddelerinde tanimlanan teghizatin kullanimi igin 6zel olarak tasarimlanmig
yazilimlar.
Not: 1.B.3.d. maddesinde tanimlanan sistemler igin &zel olarak tasarimlanmis
olan “yazilimlar’, egzamanh olarak duvar kalmhigt ve kontur 6lgme
“yazilimlar”n1 da kapsar.

1.D.2. 1.B.2. maddesinde tanimlanan teghizatin “gelistirilmesi”, “tiretimi” veya
“kullanimr” i¢in 6zel olarak tasarimlanmis veya geligtirilmig “yazilimlar”,



Not: 1.D.2. maddesi “sayisal kontrol” komut kodlart {ireten parga
programlamast “yazilimmi” kapsamazancak cesitli pargalar islemek igin
techizatin dogrudan kullanimina izin vermez.

1.D.3. Elektronik cihazlarin veya bu cihazlart “kontur kontrolii” igin eszamanl
olarak koordine edilebilen bes veya daha fazla interpolasyon eksenini kontrol
edebilen “sayisal kontrol” iinitesi fonksiyonuna doéniistiirebilen sistemlerin
herhangi bir kombinasyonu i¢in olan “yazilimlar”.

Notlar: 1. “Yazilimlar”, ayn olarak veya herhangi bir “sayisal kontrol”
{initesinin veya elektronik cihazin veya sistemin herhangi bir pargasi olarak ihrag
edilse de ihracat kontroliine tabidir.

2. 1.D.3. maddesi, 1.B.2. maddesinde tanimlanmayan makine tezgahlarini
isleten kontrol iiniteleri veya makine takimlari igin imalatg1 tarafindan 6zel
olarak tasarimlanmig veya gelistirilmis olan “yazilimlar”1 kapsamaz.

LE. TEKNOLOJi

1.E.1. Teknoloji Kontrolleri uyarmnca, 1.A. maddesinden 1.D. maddesine kadar
tammlanmis olan teghizat, malzeme veya yazihmlarm “gelistiriimesi”,
“{iretimi” veya “kullanimr” ile ilgili “teknoloji” kontrole tabidir.

2. MALZEMELER

2.A. TECHIZAT, DUZENEKLER VE BILESENLER
2.A.1. Asagidaki gibi sivi aktinit metallere dayaniklt malzemeden yapilmig
maden ergitme potalart:
a. Asagidaki 6zelliklerin her ikisine birden sahip olan maden ergitme potalari
1. Hacmi 150 cm?®(150 ml) ve 8.000 cm’(8 litre) arasinda
olanlar ve
2. Agirlikga saflik oram % 2 veya daha az olacak sekilde asagida
belirtilen malzemelerden herhangi biriyle yapilmis veya kaplanmig
olanlar
a.  Kalsiyum floriir (CaF);
b.  Kalsiyum zirkonat (metazirkonat) (CaZrOs);
c.  Seryum siilfiir (Ce2S3);
d.  Erbiyum oksit (erbia) (Er20s3);
e.  Hafniyum oksit (hafnia) (HfO2);
f.  Magnezyum oksit (MgO);
g Nitriirlenmis niyobyum-titanyum-tungsten alagimi (yaklagik % 50
Nb, % 30 Ti, % 20 W);
h.  Ttriyum oksit (yttria) (Y203); veya
i Zirkonyum oksit (ZrOz);
b.  Asapidaki ozelliklerin her ikisine birden sahip olan maden ergitme
potalari;
1. Hacmi 50 cm? (50 ml) ve 2.000 cm® (2 litre) arasda olanlar ve
2. Agihikga saflik oram %99,9 veya daha fazla olan tantaldan yapilmig
veya tantal ile astarlanmig olanlar.



¢.  Asagidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip olan maden ergitme potalar:
1. Hacmi 50 cm? (50 ml) ve 2.000 cm? (2 litre) arasinda olanlar,
2. Agrlikga saflik orani %98 veya daha fazla olan tantaldan yapilmis veya
tantal ile astarlanmis olanlar; ve
3. Tantal karbiir, nitriir, borit veya bunlarn herhangi bir kombinasyonu ile
kaplanmis olanlar.

2.A.2. Agir su iiretmek veya agir sudan trityum kazanmak igin hidrojen ve su

arasindaki hidrojen izotop degisim reaksiyonunu tegvik amaciyla 6zel olarak

tasarimlanmis veya hazirlanmig platinlenmis katalizérler.

2.A.3. Asagidaki ozelliklerden her ikisine birden sahip olan tiip formundaki

kompozit yapilar:

a. I¢ ¢ap1 75 — 400 mm arasinda olanlar, ve

b.2.C.7.a maddesinde tamimlanan “lifli veya filamanli” malzemelerden
veya 2.C.7.c. maddesinde tammlanan karbondan tretilmis regine igeren
dokiim malzemelerinden yapilmis olanlar.

2.A.4. Trityumun iiretimi i¢in hedef birlesim ve bilesenler asagidaki gibidir:
a. Niikleer reaktdre eklenmeyi de kapsayan irradyasyon yoluyla trityum
liretimi icin tasarlanan Lityum-6 izotopunda zenginlestirilmis lityum
iceren ya da bundan yapilan hedef birlesimler;

b. 2.A.4.a maddesinde tammlanan hedef birlesimler icin 6zel olarak
tasarlanan bilesenler;

Teknik Not: Trityum iiretimini teminen hedef birlesimler icin ézel olarak
tasarlanan bilesenler, lityum topaklarim, trityum gaz tiipiinii ve bilhassa
kaplamah kihfi icerebilir.

2.B. TEST VE URETIM TECHIZATI
2.B.1. Trityum tesisleri ve bunlarla ilgili teghizat:
a. Trityum tiretme, kazanma, gikarma, konsantre etme veya isleme tesisleri,
b. Trityum tesislerinde kullanilan techizat;
1. 150 W’dan daha yiiksek 1s1 atma kapasitesine sahip olan, 23 K (-
250°C) veya daha disiik sicakliklarda sogutma yapabilen hidrojen veya
helyum sogutma iiniteleri,
2. Saklama ve saflagtirma ortami olarak metal hidriirleri kullanan hidrojen
izotopu saklama ve saflagtirma sistemleri.
2.B.2. Lityum izotop ayirma tesisleri ve bunlarla ilgili ekipmanlar:
DIKKAT: Plazma ayirma islemi (PSP) i¢in bazi lityum izotop ayirma ekipmani
ve bilesenleri de uranyum izotop ayirma igin dogrudan uygulanabilir ve
INFCIRC /254 Béliim 1 (degistirildigi gibi) altinda kontrol edilir.
a. Lityum izotoplarini ayirma tesisleri,
b. Asagida belirtilen lityum amalgami ile lityum izotoplarin1 ayirma
ekipmanlart;
1. Lityum amalgam igin &zel olarak tasarimlanmis stvi sivi degistirme
kolonlari,



2. Ctva veya lityum amalgam pompalar,
3. Lityum amalgam elektroliz hiicreleri,
4. Yopunlastirilmig lityum hidroksit ¢bzeltisi i¢in buharlagtiricilar.
¢. Lityum izotop ayrimi igin ozel olarak tasarlanmis iyon degistirme
sistemleri ve bunlar igin 6zel olarak tasarlanmis bilesen pargalari;
d. Lityum izotop aynmi igin Ozel olarak tasarlanmis kimyasal degisim
sistemleri (tag eterler, kriptandlar veya kement eterler kullanilarak) ve bunlar
i¢in dzel olarak tasarlanmis bilesen pargalar1.
2.C. MALZEMELER
2.C.1. Asagidaki 6zelliklerden her ikisine birden sahip aliiminyum alagimlar:
a. 293 K (20 °C) sicakliktaki son gerilme dayanim kabiliyeti 460 MPa veya
lizeri olan ve
b. Dig ¢ap1 75 mm’den biiyiik tilp seklinde veya kat1 silindirik formda (d6vme
islemi dahil) olanlar.
Teknik _not: 2.C.1.a. maddesinde gegen ‘kabiliyeti” deyimi aliiminyum
alasimlarimn 1sil iglem oncesi ve sonrast hallerini kapsar.
2.C.2. Berilyum metal, agirlikga %50°den fazla berilyum igeren alagimlar,
berilyum bilesikleri, bunlardan yapilmis berilyum mamulleri ile bunlarm atik
veya hurdalari,
Not: 2.C.2. maddesi agagidakileri kapsamaz.
a. X-15m1 makineleri veya sondaj deligi agma cihazlar i¢in metal pencereler,
b. Ozellikle elektronik bilesen pargalari igin tasarimlanmis veya elektronik
devreler i¢in substrat formundaki mamul veya yar1 mamul oksitler,
¢. Ziimriit veya akuamarin formundaki beril (berilyum ve aliiminyum silikati)
2.C.3. Asagidaki 6zelliklerden her ikisine birden sahip bizmut
a. Agirlikca % 99,9 veya daha yiiksek saflikta olan ve
b. Agirhkea 10 ppm (milyon tanede 10 tane)’den daha az giimiis igeren.
2.C.4. Dogal izotopik zenginliginden daha fazla olacak sekilde Bor-10 (1°B)
izotopunca zenginlestirilmig olan clement halindeki bor, bor bilesikleri, bor
igeren karssimlar, bunlardan yapilmis tiriinler, bunlarin atik veya hurdalart.
Not: 2.C.4. maddesinde gegen “bor igeren karigimlar” bor yiikli malzemeleri
de igerir.
Teknik not: Bor-10'un dogal izotopik zenginligi: Agwikca %18,5 (%620
atomik yiizde)
2.C.5. Asagidaki 6zelliklerden her ikisine birden sahip kalsiyum
a. Magnezyum digindaki metalik safsizlik miktart agirlikga 1.000 ppm’den
(milyon tanede 1.000 tane) az olan ve
b. Agirlikga 10 ppm’den (milyon tanede 10 tane) az boron igeren.
2.C.6. Klortrifloriir (CIFs3)
2.C.7. Asagida tamimlanan “lifli veya filamanh malzemeler” ve regine igerikli
dokiim malzemeleri:
a. Asagidaki 6zelliklerden herhangi birine sahip olan karbon veya aramidden
yapilmis “lifli veya filamanli malzemeler”:
1. “Ozgiil modiili” 12,7x10°m veya daha fazla olan veya



2. “Ozgiil gerilme dayanim1” 23,5x10* veya daha fazla olan;
Not: 2.C.7.a. maddesi, agirlikga % 0,25 veya daha fazla ester bazli lif yiizey
lyilestirici igeren aramid “lifli veya filamanlimalzemeler”i kapsamaz.
b. Asagidaki ozelliklerin her ikisine birden sahip olan cam “lifli veya
filamanli malzemeler” :
1. “Ozgiil modiilii” 3,18 x 10°m veya daha biiyiik olanlar ve
2. “Ozgiil gerilme dayanim1” 7,62 x 10* m veya daha biiyiik olanlar;
¢. 2.C.7.a. veya 2.C.7.b. maddesinde tanimlanan karbon veya cam “lifli veya
filamanlimalzemeler”den yapilmis, termoset regine emdirilmis 15 mm veya
daha az genisligi olan siirekli “iplikler”, “fitiller, “kitiklar” veya “seritler”.
Teknik not: Kompozitin matrisini regine sekillendirmektedir.
Teknik notlar:

1. “Ozgiil modiil”, N/m? cinsinden Young’s modiiliinin 296+2K (23£2°C)’de
ve %50+5 bagil nem oramnda Olgilen N/m’ cinsinden dzgiil agwhga
bolimiidiir.
2. “Ozgiil gerilme dayammi”, N/m? cinsinden “son gerilme dayammuimn”
296+2K (23+2°C) de ve %50+5 bagil nem oraninda olgiilen Nim3 cinsinden
ozgiil agirhiga béliimiidiir.
2.C.8.  Hafniyum metali, agirlikga %60°tan fazla hafniyum igeren alagimlar,
agirlikga %60°tan fazla hafniyum igeren bilesikler, bunlardan yapilmis tiriinler
ve bunlarin atik veya hurdalar.
2.C9. Dogal izotopik zenginliginden daha fazla olacak sekilde Lityum-6
izotopunca (SLi) zenginlestirilmig lityum ve zenginlestirilmis lityum igeren
iriinler veya cihazlar: element halindeki lityum, alagimlar, bilesikler, lityum
igeren karigimlar ile bunlarin atik veya hurdalar:.
Not: 2.C.9. maddesi termoluminesansdozimetreleri kapsamaz.
Teknik_not: Lityum-6"mn dogal izotopik zenginligi: Agwhkea %6,5 (%7,5
atomik yiizde)
2.C.10. Asagidaki ozelliklerden her ikisine birden sahip magnezyum:
a. Kalsiyum digindaki metalik safsizlik miktar1 agirlikga milyon tanede 200
taneden daha az olan ve
b. Agirlikga milyon tanede 10 taneden daha az bor igeren.
2.C.11. 293 K (20°C) sicakhikta 1950MPa veya iizeri “son gerilme dayanimi1”
“kabiliyetinde” olan maryaglama gelikler.
Not: 2.C.11. maddesi, tiim dogrusal ebatlar 75 mm veya daha az olan formlari
kapsamaz.
Teknik not: 2.C.11. maddesinde gegen “kabilivetinde” deyimi maryaslama
celiklerinin 151l islem oncesi veya sonrasi hallerini kapsar.

2.C.12. Radyum-226 (***Ra), Radyum-226 alagimlar1, Radyum-226 bilesikleri,
Radyum-226 igeren karigimlar, bunlardan herhangi birini igeren iiriinler veya
cihazlar.

Not: 2.C.12. maddesi agagidakileri kapsamaz:
a. Tibbi aplikatorler,



b. 0,37 GBq’den (10 milikiiri) az Radyum-226 igeren {iriin veya cihazlar.
2.C.13. Agagidaki dzelliklerden her ikisine birden sahip titanyum alagimlari:
a. 293 K (20°C) sicakhikta 900 MPa veya iizeri son gerilme dayanimi
“kabiliyetinde” olan ve
b.  Discap1 75 mm’den bilyiik olan tiip seklinde veya kat1 silindirik formda
(ddvme islemi dahil) olanlar.
Teknik _not: 2.C.13.maddesinde gecen “kabiliyetinde” deyimi  titanyum
alasimlariin s islem oncesi veya sonrast hallerini kapsar.
2.C.14.  Asapidaki ozelliklerden her ikisine birden sahip olan
tungsten, tungstenkarbiir ve agihke¢a % 90°dan fazla Tungsten igeren
alasimlar:
a. f¢ gapr 100-300 mm arasinda degisen i¢i bos silindirik simetriye sahip
formlarda olan (silindir segmentler de dahil) ve
b. Kiitlesi 20 kg’dan fazla olanlar.
Not: 2.C.14. maddesi, tartma agwlig1 veya gama 1smni1 kolimatorleri igin 6zel
olarak tasarimlanmis mamulleri kapsamaz.
2.C.15. Agirhkga hafniyum igerigi 1 par¢a hafniyuma 500 parga zitkonyumdan
daha az olan zirkonyum: Zirkonyum metal, agirlik¢a %50°den fazla zirkonyum
iceren alagimlar, bilegikler, bunlardan yapilmis triinler ve bunlarm atik veya
hurdalart.
Not: 2.C.15. maddesi, 0,10 mm veya daha az kalinliktaki folyo formundaki
zirkonyumu kapsamaz. :
2.C.16. Nikel tozu ve gozenekli nikel metal:
Onemli Not: Gaz difiizyon bariyerlerinin iiretimi i¢in 6zel olarak hazirlanan
nikel tozlar1 igin INFCIRC/254/Béliim 1’e (tadil edilmis sekliyle) bakiniz.
a. Asagidaki 6zelliklerden her ikisine birden sahip nikel tozu:
1. Nikel saflig1 agirlikga %99 veya tizeri olan ve
2. ASTM B 330 standardna gore olgiildiigiinde ortalama pargactk boyutu
10 pm’den daha az olanlar.
b. 2.C.16.a. maddesinde tanimlanan malzemeden iretilen gdzenekli nikel
metal.
Not: 2.C.16 maddesi asagidakileri kapsamaz:
a. Filamanh nikel tozlar,
b. Plaka bagina alan1 1.000 cm®’yi gegmeyen tek kat gozenekli nikel metal
plakalar.
Teknik not: 2.C.16.b. maddesinde tammlanan ‘gézenekli metal”, 2.C.16.a.
maddesinde tanimlanan metal malzemenin yapt boyunca birbiri ile baglantili
gozenekler olusturacak sekilde sikistirilip sinterlenmesi yoluyla imal edilir.
2.C.17.  Trityum, trityum bilesikleri, trityum/hidrojen atomu orani
1/1.000°den daha fazla olacak sekilde trityum igeren karigimlar ve bunlari igeren
tirlinler veya cihaziar.
Not: 2.C.17. maddesi, 1,48x10° GBq’den daha az trityum igeren iiriinleri
veya cihazlar1 kapsamaz.



2.C.18. Helyum-3 (*He), Helyum-3 igeren karigimlar ve bunlardan herhangi
birini igeren driinler veya cihazlar.
Not: 2.C.18. maddesi, 1 g’dan daha az Helyum-3 igeren iirtinleri veya cihazlari
kapsamaz.
2.C.19. Alfa-n reaksiyonuna dayanan ndtron kaynaklart yapmak i¢in uygun
radyoniiklitler:
Aktinyum 225 Kiiryum 244 Polonyum 209
Aktinyum 227 Aynstayniyum253 Polonium 210
Kaliforniyum 253 Ayngtayniyum254 Radyum 223
Kiiryum240 Gadolinyum 148 Toryum 227
Kiiryum241 Pliitonyum 236 Toryum 228
Kiiryum?242 Pliitonyum 238 Uranyum 230
Kiiryum243 Polonyum 208 Uranyum 232
Asagidaki hallerde;
a. Element halinde,
b. Kilogram basina 37 GBq veya daha fazla toplam alfa aktivitesine sahip
bilesikler,
¢. Kilogram bagma 37 GBq veya daha fazla toplam alfa aktivitesine sahip
karigimlar,
d.Yukarida tanimlanan formlardaki malzemelerin herhangi birini iceren iiriin
veya cihazlar.
Not: 2.C.19. maddesi, 3.7GBq’den daha az alfa aktivitesi igeren iirlin veya
cihazlari kapsamaz.
2.C.20. Renyum ve agirlik¢a% 90 veya daha fazla renyum igeren alagimlar; ve
agrrlikga% 90 veya daha fazla herhangi bir renyum ve tungsten kombinasyonunu
iceren renyum ve tungsten alagimlar, asagidaki 6zelliklerin her ikisine birden
sahip olanlar:
a. Ig ¢apt 100-300 mm arasinda degisen igi bos silindirik simetriye sahip
formlarda olan (silindir segmentler de dahil) ve
b. Kittlesi 20 kg’dan fazla olanlar.

2.D. YAZILIMLAR
Yok.

2.E. TEKNOLOJI
2.E.1.  Teknoloji kontrolleri uyarnca, 2.A. maddesinden 2.D. maddesine
kadar tammlanmi olan techizat, malzeme veya yazihmlarm “gelistirilmesi”,
“liretimi” veya “kullanim1” ile ilgili olan teknoloji kontrole tabidir.



3. URANYUM iZOTOP AYIRMA TECHIZAT VE BiLESENLERI
(Niikleer Transfer Uyarn Listesinde yer almayanlar)

3.A. TECHIZAT, DUZENEKLER VE BILESENLER
3.A.1. Asapidaki 6zelliklerden hepsine birden sahip olan Degisken frekans veya
sabit frekans motor stiriiciisii olarak kullanilabilen frekans degistiricileri veya
jeneratorler:
Onemli Not 1. Gaz santrifiij islemi i¢in 6zel olarak tasarimlanmig veya
hazirlanmis frekans degistiricileri ve jeneratdrler INFCIRC/254/Bolim-1 (tadil
edilmis sekliyle) uyarinca kontrole tabidir.
Onemli Not 2: Asagidaki 6zellikleri kargilamak tizere frekans degistiricilerin
veya jeneratorlerin performansini artrmak veya serbest birakmak igin ozel
olarak tasarlanmis “yazilim” 3.D.2 ve 3.D.3 uyarinca kontrole tabidir.

a. 40 VA veya daha fazla gii¢ saglayabilen ¢ok faz ¢ikisli olan

b. 600 Hz veya daha fazla frekans araligimda ¢alisabilme kabiliyetinde olan;
veya

c. Frekans kontrolii % 0,2°den daha iyi (daha az) olan

Notlar: 1. Madde 3.A.1. sadece belirli endiistriyel makineler ve / veya tiiketim
mallari (takum tezgihlan, tasitlar, vb.) i¢in tasarlanan frekans degistiricilerini,
yalmizca frekans  degigtiriciler  ¢ikanldiginda  yukaridaki ~ ozellikleri
karsilayabiliyorsa ve Genel Not 3'e tabilerse kontrol eder.

2. fhracat kontrolii amaciyla Hiikiimet, donanum ve yazilm kisitlamalarini
dikkate alarak belirli bir frekans degistiricinin yukaridaki 6zellikleri karsilayip
karsilamadigni belirleyecektir.

Teknik notlar 1: 3.A.1. maddesinde tamumlanan frekans degistiricileri aym
zamanda “konvertor” veya “invertér” adlariyla da bilinirler.

2. 3.A.1 maddesinde belirtilen 6zellikler asagidaki isimler altinda pazarlanan
techizatta bulunabilir: Jeneratorler, Elektronik Test Cihazlar, AC Gug
Kaynaklar, Degisken Hizli Motor Siiriiciileri, Degisken Hiz Suriiciileri
(VSD'ler), Degisken Frekans Siriiciileri (VFD'ler), Ayarlanabilir Frekans
Siriiciileri (AFD'ler) veya Ayarlanabilir Hiz Siirticiileri (ASD'ler).

3.A.2. Lazerler, lazer yiikselticileri ve osilatorler :
a. Asagidaki 6zelliklerin her ikisine birden sahip olan bakir buhar lazerleri:
1. 500 nm - 600 nm dalga boyu araliginda galisan ve
2. Ortalama ¢ikis giicii 30 W veya daha yiiksek olan.

b. Asagidaki ozelliklerin her ikisine birden sahip olan argon iyon lazerleri :
1. 400 nm - 515nm dalga boyu araliginda galisan ve
2. Ortalama ¢ikig giicii 40 W”dan daha yiiksek olan.



c. Asagidaki 6zelliklerden herhangi birine sahip olan, ¢ikig dalga boyu 1.000
nm — 1.100 nm araliginda olan neodim katkili (camlar disinda) lazerler:

1. Asagidaki ézelliklerin herhangi birine sahip, darbe zamani 1 ns veya daha
yiiksek olan darbe tahrikli ve Q-anahtarlamali olanlar:
a. Ortalama ¢ikis giicii 40 W’dan daha yiiksek, tekli ¢apraz mod ¢ikish
olan veya
b. Ortalama ¢ikis giicti 50 W*dan daha yiiksek, ¢oklu ¢apraz mod ¢ikish
olan
veya

2. 40W’dan daha yiiksek ortalama gikig giicii ile 500 nm — 550 nm arasinda
¢ikis dalga boyu vermek iizere frekans katlamasini igine alan.

d. Asagidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip olan ayarlanabilir darbeli tek
modlu boya lazer osilattrler:

1. 300 nm - 800nm dalga boyu aralifinda ¢alisan;
2. Ortalama ¢ikis giicii 1 W’dan daha biiyiik olan;
3. Yineleme hiz1 1 kHz’den daha fazla olan ve;

4. Darbe genigligi 100 ns’den daha az olan;

e. Asagidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip olan ayarlanabilir darbeli boya
lazer yiikselticileri ve osilatorler:
1. 300 nm — 800nm dalga boyu araliginda ¢alisan;
2. Ortalama ¢ikss giicti 30 Wdan daha biiyiik olan;
3. Yineleme hiz1 1 kHz’den daha fazla olan ve;
4, Darbe genigligi 100 ns’den az olan,
Not: 3.A.2.e. maddesi tek modluosilatérieri kapsamaz.

f. Asagidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip olan aleksandrit lazerleri:
1. 720 nm — 800 nm dalga boyu araliginda ¢ahisan;
2. Bant genisligi 0,005 nm veya daha az olan;
3. Yineleme hizi 125 Hz’den daha fazla olan ve;
4. Ortalama gikis giicii 30 W>dan daha biiyiik olan;

g. Asafnidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip olan darbeli karbondioksit
lazerleri:

1. 9.000 nm — 11.000 nm dalga boyu araliginda ¢alisan;

2. Yineleme hizi 250 Hz’den daha fazla olan;

3. Ortalama ¢ikis giicii 500 W’dan daha biiyiik olan ve;

4. Darbe genisligi 200 ns’den az olan;



Not: 3.A.2.g. maddesi, kesme ve kaynak yapma gibi uygulamalarda
kullamilan, yiiksek giiglii (tipik olarak 1kW - 5kW) endiistri tipi CO2 lazerleri
(bu lazerler siirekli veya darbe genigligi 200 ns’den daha yiiksek darbeli de
olsa) kapsamaz. ‘

h. Asagidaki ozelliklerin hepsine birden sahip olan darbeli excimer lazerler
(XeF, XeCl, KrF):

1. 240nm — 360 nm dalga boyu araliginda galisan;

2. Yineleme hiz1 250 Hz’den daha fazla olan ve;

3. Ortalama ¢ikig giicii 500 W’dan daha biiyiik olan;

i.16 um ¢ikis dalga boyunda ve 250 Hz’den daha yiiksek yineleme hizinda
caligmak iizere tasarimlanmig para-hidrojen Raman degistiriciler.
j. Asagidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip olan darbeli karbon monoksit
lazerleri:
1. 5.000 nm — 6.000 nm dalga boyu araliginda calisan;
2. Yineleme hiz1 250 Hz’den daha fazla olan;
3. Ortalama g¢ikis giicii 200 W’dan daha biiyiik olan ve;
4. Darbe genisligi 200 ns’den az olan.
Not: 3.A.2.j. maddesi, kesme ve kaynak vapma gibi uygulamalarda kullanilan
yiiksek giiclii (tipik olarak 1kW - 5kW) endiistri tipi CO lazerleri (bu lazerler
siirekli veya darbe genisligi 200 ns’den daha yiiksek darbeli de olsa) kapsamaz.

3.A.3. Asagidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip olan vanalar:
a. Nominal boyutu 5mm veya daha biiyiik olan,
b. Koriik contali olan ve,
c.Aliminyum, aliiminyum alagim, nikel veya agirlikga %60°dan fazla nikel
igeren nikel alagimindan yapilmis veya kaplanmig olan.

Teknik not. Cesitli giris ve ¢ikis ¢aplarina sahip vanalar icin  3.4.3.a.
maddesinde gecen “nominal boyut” pavametresi, en kigik ¢apt isaret
etmektedir.

3.A4.  Asagdaki ozelliklerin hepsine birden sahip olan siiper iletken solenoit
elektromiknatislar:
a. 2 T (Tesla)’dan daha fazla manyetik alan olusturma kapasitesine sahip olan;
b. Uzunlugun ig gapa oran1 2’den daha biiyiik olan;
c. Ig gap1 300 mm’den daha bilyiik olan ve;
d. Manyetik alani, ig hacminin merkezi % 50’sinde % 1°den daha diizgin
olan.

Not: 3.A.4. maddesi, tibbi niikleer manyetik rezonans (NMR) goriintiileme
sistemlerinin “bir pargas1 olmak iizere” 6zel olarak tasarimlanan ve ihrag edilen
miknatislar1 kapsamaz.



Onemli Not: “Bir pargasi olmak iizere” deyimi, sadece aym kargoda tek bir
fiziksel parga olarak anlagilmamahdir. “Bir parcas1 olmak iizere” iliskisinin
tanimu ilgili ihracat dokiimanlarinda agik ve net olarak ortaya konulmak sartiyla,
farklr kaynaklardan ayri ayr1 kargolar seklinde sevkiyata izin verilir.

3.A.5. Asafidaki 6zelliklerden her ikisine birden sahip olan yiiksek gii¢ dogru
akim gii¢ kaynaklar::
a. 8 saatlik bir zaman periyodu boyunca, 500 A veya daha biiyiik akim
¢ikigl, 100 V veya daha fazla siirekli gerilim iirctme Szelligine sahip olan ve;
b. 8 saatlik bir zaman periyodu boyunca, %0,1°den daha iyi akim veya voltaj
kararliligt olan.

3.A.6. Asafidaki ozelliklerden her ikisine birden sahip olan yiiksek-voltaj dogru
akim gii¢ kaynaklar:
a. 8 saatlik bir zaman periyodu boyunca, 1 A veya daha biiyiik akim ¢ikisli,
20 kV veya daha fazla siirekli gerilim iiretme 8zelligine sahip olan; ve
b. 8 saatlik bir zaman periyodu boyunca, % 0.1°den daha iyi akim veya voltaj
kararliligt olan.

3.A.7. Asagidaki dzelliklerden tiimiine sahip olan, mutlak basmc1 6lgebilen
basing doniigtiiriiciiler (transdiisrler):
a. Basing algilama elemanlart aliiminyum, aliminyum alagimi, aliminyum
oksit (aliimina veya safir), nikel veya agirlikga % 60 veya iizeri nikel igeren
nikel alagimindan yapilmis veya bu malzemelerle korunmus olan;
b. Varsa, basing algilama elemaninin sizdirmazlig1 icin esas olan ve islem
ortamiyla dogrudan temas halinde, aliiminyum, aliminyum alagimi,
aliminyum oksit (allimina veya safir), nikel, veya agirlikca % 60 veya iizeri
nikel igeren nikel alagimindan yapilmis veya bu malzemelerle korunmus olan
miihiirler;
¢. Asagidaki 6zelliklerden herhangi birine sahip olan:
1. Tam olgegi 13 kPa’dan daha kiigiik olan ve “isabetlilik”i tam
dlgegin + %1’inden daha iyi olan; veya
2. Tam olgegi 13 kPa ve daha biiyiik olan ve “isabetlilik”i +130 Pa’dan
daha iyi olan,

Teknik not:
1.3.4.7. maddesinde tammlanan basing doniistiriiciileri, basing slgiimlerini
elektrik sinyallerine ceviren cihazlardyr.
2. 3A7  maddesinde gecen ‘“isabetlilikdogruluk” terimi, ortam
sicakhigindaki histerezis, yinelenebilirlik ve nonlineerligi icerir.

3.A.8. Asafidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip olan vakum pompalart:
a. Girig bogaz boyutu 380 mm veya daha fazla olan,



b. Pompalama hiz1 15 m*/s veya daha yiiksek olan ve,
c. Nihai vakum iiretebilme kabiliyeti 13,3 mPa’dan daha iyi olan.

Teknik not:
1. Pompalama huzi, dlgiim noktasinda azot gazi veya hava ile belirlenir.
2. Nihaivakum, pompa girigsinde pompa girisi bloke edilerek belirlenir.
3.A.9 Asapidaki dzelliklerin hepsine birden sahip olan koriiklii miihiirlii scroll
tipi kompresorler ve koritklii mithiirlii scroll tipi vakum pompalar::
a. 50 m3 / s veya daha biiyiik bir girig debisi kapasitesine sahip;
b. 2: 1 veya daha yiiksek basing oranina sahip; ve
c. Asagidaki malzemelerin herhangi birinden islem gazi ile temas halindeki
tiim yiizeylere sahip olan:
1. Aliiminyum veya aliiminyum alasim,
2. Aliiminyum oksit;
3. Paslanmaz gelik;
4. Nikel veya nikel alagimi;
5. Fosfor bronz; veya
6. Floropolimerler.
Teknik Notlar:
1. Bir scroll kompresér veya vakum pompasinda, hilal seklindeki gaz cepleri,
biri veya daha fazla cift birbirine gegen spiral kanatgik veya biri hareketsiz iken
digeri hareket eden spiraller arasinda tutulur. Hareketli kaydirma hareketsiz
kaydirmay1 yoriingede tutar; donmez. Hareketli kaydirma hareketsiz
kaydirmanin etrafinda déndiigiinde, gaz cepleri makinenin ¢ikis portuna dogru
hareket ettikge boyut olarak kiigiiliir (yani stkigtirilir).
2. Koriiklii sizdirmaz bir scroll kompresor veya vakum pompasinda islem gazi,
pompanin yaglanmis parcalarmdan ve dig atmosferden metal bir korik ile
tamamen izole edilir. Koriiklerin bir ucu hareket eden kaydirmaya, diger ucu
pompanin sabit govdesine tutturulur.
3. Floropolimerler agagidakileri igeren, ancak bunlarla smurli olmayan
malzemeleri igerir:
a. Politetrafloroetilen (PTFE),
b. Florlu Etilen Propilen (FEP),
¢. Perfloroalkoksi (PFA),
d. Poliklorotrifloroetilen (PCTFE); ve
e. Vinilidenfloriir-heksafluoropropilen kopolimeri.

3.B. TEST VE URETIM TECHIZATI
3.B.1. Flor iiretiminde kullanilan, saat bagina 250 g’dan daha fazla flor iiretim
c1kis kapasitesine sahip elektrolitik hiicreler.

3.B.2. Asagida tamimlanan rotor fabrikasyon veya montaj techizati, rotor
dogrultma teghizati, koriik olugturma mandrel ve kaliplart:



a. Gaz santrifiij tiip boliimlerinin, deflektor plakalarmn, ug kapaklarinmn
montajt igin rotor montaj techizati.
Not: 3.B.2.a. maddesi, hassas mandrelleri, mengeneleri ve siki gegme
makinelerini kapsar.

b. Gaz santrifilj rotor tiip boliimlerini ortak bir eksene hizalamak igin
kullanilan rotor dogrultma teghizati
Teknik not: 3.B.2.b. maddesinde gegen teghizat, normalde bilgisayara bagh
hassas olgiim problarin icermektedir. Bu sayede, Grnegin, rotor tiip blimlerini
hizalamada kullarilan pnématik tokmaklarin hareketleri kontrol edilmektedir.

c. Tek kivrimli kériiklerin iretimi igin kérilk olusturma mandrelleri ve
kaliplar,
Teknik not: 3.B.2.c. maddesinde isaret edilen kiriikler, asagdaki ozelliklerin
hepsine birden sahiptir:
L Iggapr 75 mm - 400 mm arasmdadr.
2. Uzunlugu 12,7 mm veya iizeridir.
3. Tek-kwrim derinligi 2 mm’den daha fazladw ve,
4. Yiksek dayamumls aliiminyum alagimlary, maryaslama celik veya yiksek
dayaramly “lifli veya filamanl” malzemelerden yapilmiglardr.

3.B.3. Sabit veya hareketli, yatay veya diisey santrifiijlii cok diizlemli balans
makineleri:
a. Asagidaki dzelliklerin hepsine birden sahip olan, 600 mm veya daha biiyiik
uzunluklardaki esnek rotorlar1 balans amaciyla tasarimlanmis santrifiijlii
balans makineleri:
1. Sallanma veya gezinme gapt 75 mm’den fazla olan;
2. Kiitle kapasitesi 0,9 kg — 23 kg arasinda olan ve;
3. 5.000 rpm’den (dakikadaki dénme sayisi) daha biyiik dénme
hizlarint balans edebilen;
b. Asagidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip olan, igi bos silindirik rotor
bilesenlerini balans ayar1 yapmak amaciyla tasarimlanmus santrifiijlii balans
makineleri:
1. Gezinme gapt 75 mm’den daha bilyiik olan;
2, Kiitle kapasitesi 0,9 kg — 23 kg arasinda olan;,

3. Ucak basina 10 g-mm/kg’a esit veya daha az bir asgari erisilebilir
kalic1 belirli dengesizlik ve;
4. Kayis siiriicii tipte olan.

3.B.4. Filaman sargi makineleri ve ilgili ekipmanlar;

a.Asagidaki ozelliklerin hepsine birden sahip olan filaman sargi makineleri
1. Lifleri konumlandirma, sarma ve dolama hareketleri iki veya daha
fazla eksende diizenlenmis ve programlanmis olan;



2. “Lifli veya filamanli malzemelerden” kompozit yapilar veya
faminatlar imal etmek i¢in 6zel olarak tasarimlanmis olan ve;
3. Caplan 75 mm - 400 mm arasinda, uzunlugu 600 mm’den fazla olan
silindirik rotorlari dondiirebilen;
b. 3.B.4.a. maddesinde tanimlanan filaman sargi makineleri igin koordinasyon
ve programlama kontrolleri yapan;
¢. 3.B.4.a. maddesinde tanimlanan filaman sargi makineleri igin hassas
mandreller.

3.B.5. 50 mA veya daha bityilk toplam iyon demeti akim1 saglayabilen, tekli
veya goklu iyon kaynaklar1 igin tasarimlanmg veya donatilmis elektromanyetik
izotop ayricilar.

Notlar: 1. 3.B.5. maddesi, uranyumun yani sira kararli izotoplar1 da
zenginlegtirebilen ayirictlar kapsar.
Onemli Not: Kursun izotoplari bir kiitle birimi farklilikla ayirabilme
kabiliyetine sahip olan ayiricilar, uranyum izotoplarmi ti¢ birim kiitle farklilikla
ayrabilme kabiliyetine sahiptirler.
2. 3.B.5. maddesi, iyon kaynaklar1 ve kolektérleri manyetik alan iginde
veya diginda olan iki tip ayriciy1 da kapsar.

Teknik_not: Bir 50 mA iyon kaynag, dogal zenginlikteki besleme ile yida 3
g ayristirilmis  “Yiiksek ZenginlikliUranyum "dan  (HEU) daha fazlasim
tiretemez.

3.B.6. Atomik kiitle birimi 230 veya daha biiyiik iyonlar1 8lgebilen ve 230°da 2
parcadan daha iyi bir ¢8ziiniirliige sahip kiitle spektrometreleri ve bunlarin iyon

kaynaklar1:
Onemli Not: Uranyum hekzafloriiriin rneklerini ¢evrimici analiz etmek igin
ozel olarak tasarimlanmig veya hazirlanmig kiitle

spektrometreleri INFCIRC/254/Boliim-1 uyarinca (tadil edilmis
sekliyle) kontrole tabidir.

a.  Indiktif olarak birlestirilmis plazma kiitle spektrometreleri (ICP/MS),
b.  Isil desarj (glowdischarge) kiitle spektrometreleri (GDMS);

¢.  Termal iyonizasyon kiitle spektrometreleri (TIMS);

d.  Asagdaki ozelliklerden her ikisine sahip elektron bombardiman kiitle
spektrometreleri:

1. Bir analit molekiilii demetinin, molekiillerin bir elektron demeti ile
iyonize oldugu iyon kaynagmin bir bdlgesine enjekte edilen bir molekiiler
151n giris sistemi; ve

2. Elektron 1s1nt ife iyonize olmayan analit molekiillerini yakalamak igin
193 K (-80 ° C) veya daha diisiik bir sicakliga sogutulabilen bir veya daha
fazla soguk kapan;



e. Aktinitler veya aktinit floriirleri i¢in tasarimlanmis mikroflorlagtirma
iyon kaynagi ile donatilmis olan kiitle spektrometreleri.
Teknik Notlar:

1. 3.B.6.d maddesi, UF6 gaz omeklerinin izotopik analizi igin tipik olarak
kullanilan kiitle spektrometreleri ifade eder.

2. 3.B.6.d maddesindeki elektron bombardimani kiitle spektrometreleri,
elektron darbeli kiitle spektrometreleri veya elektron iyonizasyon kiitle
spektrometreleri olarak da bilinir.

3. 3.B.6.d.2 maddesindeki bir "soguk kapan", gaz molekiillerini soguk
viizeylerde yogunlastirarak veya dondurarak yakalayan bir cihazdir. Bu
maddenin kapsami baglaminda, bir kapali dongii gazli helyum kriyojenik
vakum pompas, bir soguk kapan degildir.

3.C. MALZEMELER
Yok.

3.D. YAZILIMLAR
3.D.1. 3.A.1, 3B.3. veya 3.B.4. maddelerinde tamimlanan techizatin
“kullantm1” i¢in 6zel olarak tasarimlanmis “yazilim”.

3.D.2. 3.A.1 maddesinde belirtilen 6zelikleri kargilamast veya agmas1 amaciyla
3.A.lmaddesi kapsamma girmeyen techizatin performans &zelliklerini
geligtirmek veya serbest birakmak igin 6zel olarak tasarlanmis “yazilim” veya
sifreleme anahtarlar1 / kodlari,

3.D.33.A.1 maddesi kapsamindaki techizatin performans o6zelliklerini
gelistirmek veya serbest birakmak igin 6zel olarak tasarlanmig “yazilum”.

3.E. TEKNOLOJI
3.E.1. Teknoloji kontrolleri uyarinca, 3.A. maddesinden 3.D. maddesine kadar

tanimlanmis olan teghizat, malzeme veya yazilimlarin “gelistirilmesi”, “tiretimi”
veya “kullanimi1” ile ilgili teknoloji kontrole tabidir.

4. AGIR SU URETIM TESISi iLE iLGILi TECHIZAT
( Niikleer Transfer Uyan Listesindekilerde ver almayanlar)

4.A. TECHIZAT, DUZENEKLER VE BILESENLER
4.A.1. Asagidaki ozelliklerin her ikisine birden sahip olan, agir suyu normal
sudan ayirmakta kullanilan 6zel paketler:
a.  Nemlendirilebilirligi iyilestirmek igin kimyasal iglemden gegirilmis
fosfor bronz 1zgaradan yapilmis olan ve;
b.  Vakum damitma kulelerinde kullamilmak i¢in tasarimlanmis olan.




4,A.2. Asagidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip olan, konsantre veya
seyreltilmis potasyum amid katalizor soliisyonlarinin stvi amonyak (KHN2/NHz)
igerisinde dolagimint saglayabilen pompalar:
a.  Hava gegirmez (hermetik olarak contalanmis) olan;
b.  Kapasitesi 8,5 m3/saat’dan daha fazla olan ve;
c.  Asagidaki 6zelliklerden herhangi birine sahip olan:
1. Konsantre potasyum amid soliisyonlar1 (%1 veya iizeri) igin calisma
basinci 1,5 MPa — 60 MPa arasinda olan veya,
2. Seyreltilmis potasyum amid soliisyonlar1 (%1°den az) igin ¢alisma
basinct 20MPa — 60 MPa arasinda olan.

4.A.3. Asagidaki ozelliklerin her ikisine birden sahip olan turbo genlestiriciler
veya turbo genlestirici kompresdr setleri:
a. 35 K (-238°C) veya altindaki c¢ikig sicakhiginda ¢alismak igin
tasarimlanmig olan ve;
b.  1.000 kg/saat veya iizeri hidrojen gazi iglem hacmi igin tasarimlanmig
olan.

4.B. TEST VE URETIiM TECHIZATI
4.B.1. (23 Haziran 2017 tarihinden bu yana kullamlmamaktadur.)

4.B.2. Asagidaki ozelliklerin hepsine birden sahip olan hidrojen kriyojenik
damitma kolonlari:
a. 35 K (-238°C) veya daha digiik i¢ sicakhklarda caligmak iizere
tasarimlanmas olan;
b. 0,5 MPa— 5 MPa araligindaki i¢ basinglarda caligmak iizere tasarimlanmis
olan;
¢. Asagidakiferden herhangi biriyle yapilmis olan:
1.  Ostenitik ASTM (veya esdeger standartta) tanecik boyut numarasi 5
veya iizeri olan, diisiik kilkiirt igerigine sahip 300 serisi paslanmaz gelikten
vapilmis olan veya;
2. Hem kriyojenik hem de Hz uyumlu esdeger bir malzemeden yapilmis
olan ve;
d. Ig cap1 30cm veya iizeri ve etkin uzunlugu 4 m veya iizeri olan.
Teknik Not: "Etkili uzunluk" terimi, paket tipi siitundaki ambalaj malzemesinin
aktif' yiksekligi veya levha tipi siitundaki i¢ kontaktor plakalarimn akiif
yiiksekligi anlamina gelir.

4.B.3. ( 14 Haziran 2013 tarihinden beri kullanilmamakiadir)

4.C. MALZEMELER
Yok.

4.D. YAZILIMLAR



Yok.

4.E. TEKNOLOJI
4.E.1. Teknoloji kontrolleri uyarinca, 4.A. maddesinden 4.D. maddesine kadar

tanimlanmi olan teghizat, malzeme veya yazilunlarin “gelistirilmesi”, “iiretimi
veya “kullanimr” ile ilgili teknoloji kontrole tabidir.

5. NUKLEER PATLAYICI CIHAZLARI GELISTIRMEK ICIN TEST VE OLCUM

EKiPMANLARI

5.A. TECHIZAT, DUZENEKLER VE BILESENLER
S.A.1. Asapidaki ozelliklerin her ikisine birden sahip olan foto gogaltici
(fotomultiplikator) tiipler:
a. Fotokatot alan1 20 cm?den daha biiyiik olan ve
b. Anot darbe yiikselme zamani 1 ns’den daha az olan.

5.B. TEST VE URETIiM TECHIZATI
5.B.1. Asagidaki ozellik setlerinden herhangi birine sahip olan flag X-15101
Jeneratrleri veya darbeli elektron hizlandiricilar:
a. 1. Hizlandirie: pik elektron enerjisi 500 keV veya daha fazla fakat
25 MeV’den daha az olan ve
2. Nitelik katsayis1 (K) 0,25 veya daha bilyiik olan veya,

b. 1. Hizlandirict pik elektron enerjisi 25 MeV veya daha fazla olan
ve
2. Pik giicti 50 MW’dan daha yiiksek olan.

Not: 5.B.1. maddesi, elektron demeti veya X-1simi radyasyon (6rn. elektron
mikroskobu) amaglart disinda tasarimlanmis cihazlarin bilesen parcalar olan
veya tibbi amaglar i¢in tasarimlanmig olan hizlandiricilart kapsamaz.

Teknik not:

1. “Nitelik katsayis:” (K) : K=1,7 x 10* V29 Q olarak tammlanwr. V, milyon
elekiron Volt icindeki pik elektron enerjisidir. Eger hizlandirict demet darbe
siivesi lus’ve esit veya daha az ise, bu durumda Q Coulombs cinsinden toplam
hizlandwilmug yiik olacaktir. Eger hizlandirici demet davbe siiresi 1 us 'den daha
biiyiik ise, Q us icindeki maksimum hizlandirilmig yik olacaktir. Q=lidt,i=
Amper cinsinden demet afam, t = saniye cinsinden zamandir.

2. Pik gilg = ( Volt cinsinden pik potansiyeli) x ( Amper cinsinden pik demet
akimz)

3. Mikrodalga hizlandiric bogluklara dayali makinelerde demet darbe siivesi,
lus'den veya bir mikrodalga modiilatér darbesi sonucu olusan toplam demet
destesinin demet darbe siiresinden daha azdy.



4. Mikrodalga hizlandirict bosluklara dayali makinelerde pik demet akim,
toplam demet destesinin demet darbe siiresindeki ortalama akimidir.

5.B.2. Mermileri 1.5 km/s veya daha fazlasina hizlandirabilen yitksek hizh silah
sistemleri (itici gaz, gaz, bobin, elektromanyetik ve elektro termal tipte olanlar
ile diger gelismis sistemler).

Not: Bu madde, yiiksek hizlt silah sistemleri igin 6zel olarak tasarlanmig
tabancalart kapsamaz.

5.B.3. Asagida belirtilen yiiksek hizli kameralar ve gorintiileme aygitlari ve
bunlar i¢in 6zel olarak tasarimlanmig bilesenley:
Onemli_not: Asafidaki ozellikleri karsilamak igin kameralarm veya
goriintiileme aygitlarinin performansim artirmak veya serbest birakmak igin 6zel
olarak tasarlanmis “yazilim” 5.D.1 ve 5.D.2'de kontrole tabidir.
a. Agagida belirtilen hat kameralar ve bunlar igin 6zel olarak tasarimlanmig
bilesenler:

1. 0.5 mm/ps’den daha biiyiik kayit hzina sahip hat kameralar;

2. 50 ns veya daha az zaman ¢oziniirlik yetenefine sahip olan
elektronik hat kameralart,

3. 5.B.3.a.2 maddesinde tamimlanan kameralar igin hat tiipleri,

4, Modiiler yapilara sahip olan ve 5.B.3.a.1 veya 5.B.3.a.2'deki

performans ozelliklerini saglayan hat kameralarla kullanmm igin Szel
olarak tasarlanmig eklentiler;
5. 5.B.3.a.] maddesinde gegen kameralar igin &zel olarak
tasarimlanmis senkronizasyon elektronik iiniteleri, tiirbinler, aynalar ve
rulmanlari igeren rotor demetleri.
b.Asagida belirtilen kareleme kameralar ve bunlar igin 6zel olarak
tasarimlanmig bilesenler:

1. Saniyede 225.000 kareden daha fazla kayit hizi olan kareleme
kameralar;

2. 50 ns veya daha az pozlama siiresi olan kareleme kameralar;

3. 5.B.3.b.1 veya 5.B.3.b.2'de belirtilen kameralar i¢in 6zel olarak

tasarlanmis, 50ns veya daha kisa izl pozlama siiresine sahip kareleme
tiipleri ve kati hal goriintiileme cihazlar;

4, Modiiler yapilara sahip olan ve 5.B.3.b.1 veya 5.B.3.b.2'deki
performans ozelliklerini saglayan kareleme kameralariyla kullanilmak
tizere ozel olarak tasarlanmig eklentiler;

5. 5.B.3.b.1 veya 5.B.3.b.2 maddelerinde gegen kameralar igin 6zel
olarak tasarimlanmis tiitbinler, aynalar ve rulmanlart igeren
rotor demetlerini ve senkronizasyon elektronik iinitelerini igerir.

c. Asagida belirtilen kati hal ve elektron tiip kameralar ve bunlar igin dzel
olarak tasarimlanmis bilesenler:



1. 50 ns veya daha kisa hizli pozlama siiresi olan belirtilen kati hal

kameralari ve elektron tiip kameralar;

2. 5.B.3.c.1 maddesinde tanimlanan kameralar igin 6zel olarak

tasarimlanmug, 50ns’den daha kisa hizli goriintii tetikleme zamanina sahip

kat1 hal goriintilleme cihazlari vegdrilntii yogunlastiricilar tiipler.

3. 50ns’den daha kisa izl gbriintii tetikleme zamanma sahip elektro-

optik pozlama aletleri (Kerr veya Pockel hiicreleri);

4. Modiiler yapilara sahip ve 5.B.3.c.1'deki performans ozelliklerini

saglayan kameralarla kullanim igin 6zel olarak tasarlanmus eklentiler.
Teknik not:  VYiiksek hzl tek kare kameralar, hareketli bir olayin tek bir
goriintiisiinii tiretmek icin tek basina kullamlabilir veya bu tiir birkag kamera,
bir olaywn birden ¢ok gérintisinii diretmek igin sirali olarak tetiklenen bir
sistemde birlegtirilebilir,

5.B.4. ( 14 Haziran 2013 tarihinden beri kullanilmamaktadir.)

5.B.5. Hidrodinamik deneyler igin kullamlan asagidakilere sahip ozel
interferometreler:

a. 10 ps’den daha az zaman araliklarinda 1 km/s’yi gegen hizlart slgen hiz
interferometreleri;

b.  Manganin, iterbiyum ve polivilinidil floriir (PVDF) / polivinil
difloriirden (PVF2) yapilan él¢ii aletleri dahil olmak iizere 10GPa’dan
fazla olan basinglan élebilecek kapasitede olan sok basing ol¢ii aletleri;
c¢. 10 GPa’dan daha bityiik basinglar igin kuvars basing déniistiiriiciileri.

Not: 5.B.5.a. maddesi, VISAR’lari (Herhangi bir reflektor igin  hiz
interferometre sistemleri), DLI’lar1 ( Dopler Lazer Interferometreleri) ve Het-V
(HeterodinVelocimeters) olarak da bilinen PDV’lart
(FotonikDopplerVelocimeters) igermektedir.

5.B.6. Asapidaki ozelliklerden her ikisine birden sahip yiiksek hiz darbe
Jeneratérleri ve bunlar igin darbe bagliklari:
a. 55 ohm’dan daha az direngli yiike 6 V’dan daha fazla ¢ikig voltaji olan
ve;
b.  “Darbe ge¢is sitresi” 500 ps’den az olan.

Teknik Notlar:

1. 3.B.6.b. maddesinde gecen “darbe gegis siiresi”, %10 - %90 aras: vollaj
genligindeki zaman araligrdur.

2. Darbe bashklary, bir voltaj adim fonksiyonunu kabul etmek ve bunu
dikdorigen, iiggen, adim, diirtii, iistel veya monosikl tiplerini igerebilen cesitli
nabiz formlarina doniistirmek icin tasarlanm diivtii olusturan aglardr.



Darbe basliklar, darbe jeneratoriiniin ayrilmaz bir par¢asi olabilir, cihaza
takilabilir bir modiil olabilir veya haricen bagh bir cihaz olabilir.

5.B.7. Yiiksek patlayici veya patlayici cihazlarin test edilmesi igin tasarlanmig
ve asafidaki ozelliklerin her ikisine birden sahip olan yiiksek patlayict
muhafaza hazneleri, odalar, kaplar ve diger benzer muhafaza cihazlari:
a. 2kgveya daha fazla TNT'ye esit bir patlama igerecek sekilde tasarlanan;
ve
b.Tanilama veya olgiim bilgilerinin gergek zamanli veya gecikmeli olarak
aktartlmasini saglayan tasarim ogeleri veya 6zelliklere sahip olan.

5.C. MALZEMELER
Yok.

5.D. YAZILIMLAR
5.D.1. 5.B.3 maddesinde belirtilen 6zellikleri karsilamak veya asabilmek igin,
5.B.3 maddesi kapsamma girmeyen malzemenin performans ozelliklerini
artirmak veya serbest birakmak i¢in 6zel olarak tasarlanmig “yazilim” veya
kriptolama anahtarlary/kodlari,

5.D.2. 5.B.3 maddesi kapsamindaki malzemenin performans ozelliklerini
artirmak veya serbest birakmak igin 6zel olarak tasarlanmig “yazilim” veya
kriptolama anahtarlari/kodlart,

5.E. TEKNOLOJI
5.E.1. Teknoloji kontrolleri uyarinca, 5.A. maddesinden 5.D. maddesine kadar
tanimlanmis olan teghizat, malzeme veya yazilimlarn “geligtirilmesi”, “iretimi”
veya “kullamimi” ile ilgili  teknoloji” kontrole tabidir.

6. NUKLEER PATLAYICI CIHAZLAR iCiN BILESENLER

6.A. TECHIZAT, DUZENEKLER VE BILESENLER
6.A.1. Asagida belirtilen detonatorler (fiinye) ve cok noktall baglatma
sistemleri:
a. Blektrik giidtimlii patlayic1 detonatdrler asagidaki gibidir:
1. Patlatma kopriisti (EB);
2. Patlatma kopriisii teli (EBW);
3. Carpiet (slapper);
4. Patlatma folyosu baglaticis1 (EFI);

b. 5.000 mm*’den daha biiyiik alanda 2,5 ps’den daha az baglatma zaman
yayihimi ile tek bir atesleme sinyalinden neredeyse eszamanlt olarak patlayici



yiizey baglatmak igin tasarimlanmis tekli veya ¢oklu detonatorlerde kullanan
diizenekler.

Not: 6.A.1. maddesi, kursun azit gibi birincil patlayicilar kullanan detonatérleri
kapsamaz.

Teknik not:  6.4.1. maddesinde belirtilen detonatirlerin hepsi, iizerinden hizly
ve yiiksek akimly bir elektrik sinyali gectigi zaman patlayarak buharlagan kiigiik
bir elektrik iletkeni (koprii, kopri teli veya folyo) kullamriar. Carpma tipi
olmayan detonatérler (nonslapper), yiiksek patlama ézelligine sahip iletken bir
madde ile (6rn. PETN, pentaerythritoltetranitrate) kimyasal patlamay: baslatir.
Carpma  (slapper) tipi detonatérlerde, iletkenin patlayic: bir  gekilde
buharlagmast ve cihaz icerisinde iletkenin tutturuldugu uclar arasindaki
boslukia meydana gelen patlama sonucu kimyasal patlama olusur. Bazi
tasarimlarda ¢arpma manyetik alanla saglanabilmektedir. “Patlatma Jolyosu
delonatorii” terimi ya EB’ye ya da ¢arpma tipi detonator terimine karsihik
gelmektedir. “Bagslanict” kelimesi bazen “detonator” kelimesi yerine de
kullandabilmektedir.

6.A.2. Asafida belirtilen ategleme setleri ve esdeger yiksek akimli darbe
jeneratorleri;
a. 6.A.1. maddesinde tanimlanan ¢oklu kontrollii detonatorleri harekete
gegirmek igin tasarimlanmig patlayicr detonatdr atesleme setleri:
b. Asagidaki ozelliklerin hepsine birden sahip modiiler elektrikli darbe
Jjeneratorleri:
1. Portatif, mobil veya dayaniklilik gerektiren kullanimlar igin
tasarimlanmig olan;
2. Enerjilerini 15 ps'den daha kisa bir siirede 40 ohm'dan daha az
yiiklere verebilen;
3. Cikis1 100 A’dan fazla olan;
4. 30 cm’den daha biyiik boyutu olmayan;
5. Agirhgi 30 kg’dan az olan ve;
6. 223 K -373 K (-50°C ile 100°C) sicaklik araligimda caligir oldugu
veya havacilik uygulamalari igin uygun oldugu belirlenmis olan.
¢. Asafidaki dzelliklerin hepsine birden sahip olan mikro atesleme imiteleri:
1. 35 mm’den daha biiyiik boyutta olmayan,;
2. 1kV'aesit veya daha bityitk voltaj degeri; ve
3. 100 nF'ye esit veya daha biiyiik siga.
Not: Optik olarak ¢ahistirilan ategleme setleri, hem lazer baglatma hem de lazer
sarji kullananlart igerir. Patlayici tahrikli atesleme setleri hem patlayici

ferroelektrik hem de patlayici ferromanyetik atesleme seti tiplerini igerir.
6.A.2.b. maddesi ksenon flag lamba siiriiciisiinii igerir.

6.A.3. Asapida belirtilen anahtar cihazlar::



a. Asagidaki 6zelliklerin hepsine birden sahip olan ksvilcim boglugu benzeri
¢aligan, gaz dolu olan veya olmayan soguk katot tiipleri:

1. 3 veya daha fazla elektrot iceren;

2. Anot pik voltaj1 2,5 kV veya daha biyiik olan;

3. Anot pik akim1 100 A veya daha fazla olan ve;

4. Anot gecikme zamant 10 ps veya daha az olan;

Not: 6.A.3.a. maddesi gaz kritron tiipleri ve vakum spritron tiiplerini ierir.

b. Asagidaki Ozelliklerin her ikisine birden sahip olan tetikli kivilcim
bosluklar1 diizenekleri:

1. Anot gecikme zamani 15 ps veya daha az olan ve;

2. Pik akimi1 500 A veya daha fazlasina ayarlanmig olan;

c. Asagidaki ozelliklerin hepsine birden sahip olan hizli anahtarfonksiyonlu
modiiller veya diizenekler:

1. Anot pik voltaj ayar1 2 kV’dan daha biiyiik olan;

2. Anot pik akim ayar1 500 A veya daha fazla olan ve;

3. Agmasiiresi 1 us veya daha az olan.

6.A.4. Asapidaki ozellik setlerinden herhangi birine sahip olan darbe
desarj kapasitorleri:
a.
1. Caligma gerilimi 1,4 kV’dan daha biiyiik olan;
2. Enerji depolamasi 10 J°dan daha biiyiik olan;
3. Sigas1 0,5 pF’dan daha biiyiik olan ve;
4. Seri indiiktans1 50 nH’den az olan;
veya

1. Caligma gerilimi 750 V’dan daha btiyiik olan;
2. Sigas1 0,25 pF’dan daha biiyiik olan ve;
3. Seri indiiktans1 10 nH’den az olan.

6.A.5. Tiipler de dahil olmak iizere asagidaki ozelliklerin her ikisine birden
sahip olan nétron jeneratdr sistemleri:
a.  Disaridan vakum sistemi olmadan galigacak sekilde tasarimlanmis olan
ve,
b.
1. Trityum-ddteryum niikleer reaksiyonunu tetiklemek igin elektrostatik
hizlandirma kullanan; veya
2. Déteryum -doteryum niikleer reaksiyonunu tetiklemek igin elektrostatik
hizlandirma kullanan ve
3 x 109 ndtron / s veya daha fazla ¢ikisa sahip olan.



6.A.6. Asagidaki 6zelliklere sahip kapsiillere diigiik endiiktans yolu saglamak
i¢in kullanilan serit ¢izgi:

a. Cahgma gerilimi 2 kV’dan daha biiyiik olanve;

b. Inditktans1 20 nH’den az olan.

6.B. TEST VE URETIM TECHIZATI
Yok.

6.C. MALZEMELER

6.C.1 Agirlik¢a oram1 % 2’den daha fazla olacak sekilde asagidakilerden

herhangi birini igeren yitksek patlayici maddeler veya karisimlar:
a. Siklotetrametilentetranitramin (HMX) (CAS 2691-41-0),
b. Siklotrimetilentrinitramin(RDX) (CAS 121-82-4),
¢. Triaminotrinitrobenzen (TATB) (CAS 3058-38-6),
d. Aminodinitrobenzo-furoksan veya 7-amino-4,6 nitrobenzofurazan-1-oksit
(ADNBF) (CAS 97096-78-1);
e. 1,1-diamino-2,2-dinitroetilen (DADE veya FOX7) (CAS 145250-81-3),
f. 2,4-dinitroimidazol (DNI) (CAS 5213-49-0);
g. Diaminoazoksifurazan (DAAOF veya DAAF) (CAS 78644-89-0);
h. Diaminotrinitrobenzen (DATB) (CAS 1630-08-6);
i. Dinitroglikoluril (DNGU veya DINGU) (CAS 55510-04-8);
J- 2,6-Bis (pikrilamino) -3,5-dinitropiridin (PYX) (CAS 38082-89-2);
k. 3,3'-diamino-2,2 8, 4,4 8, 6,6'-heksanitrobifenil veya dipikramid (DIPAM)
(CAS 17215-44-0),

1. Diaminoazofurazan (DAAZF) (CAS 78644-90-3);

m. 1,4,5,8-tetranitro-piridazino [4,5-d] piridazin (TNP) (CAS 229176-04-9);
n. Heksanitrostilben (HNS) (CAS 20062-22-0); veya
o. Kristal yogunlugu 1,8 g/cm® den daha fazla ve patlama hizi 8.000 m/s’den
daha yitksek olan herhangi bir patlayici.

6.D. YAZILIMLAR
Yok.

6.E. TEKNOLOJI
6.E.1. Teknoloji kontrolleri uyarmca, 6.A. maddesinden 6.D. maddesine kadar
tammlanmig olan ekipman, malzeme veya yazilimlarnn “gelistirilmesi”,
“liretimi” veya “kullamimu” ile ilgili “teknoloji” kontrole tabidir.



